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收稿日期：２０１６１２２６；在线出版日期：２０１７１２２８．本课题得到国家自然科学基金（６１５０２３４６，６１４６２００４，６１３７３０３９，６１６４０２２０，６１６６２００２）、
江西省教育厅科技项目（ＧＪＪ１５０６０５）资助．何炎祥，男，１９５２年生，博士，教授，博士生导师，中国计算机学会（ＣＣＦ）会员，主要研究领域为
可信软件、分布并行处理和高性能计算．Ｅｍａｉｌ：ｙｘｈｅ＠ｗｈｕ．ｅｄｕ．ｃｎ．陈木朝，男，１９８０年生，博士研究生，高级实验师，中国计算机学会
（ＣＣＦ）会员，主要研究方向为可信软件、编译优化和嵌入式系统．李清安（通信作者），男，１９８６年生，博士，副教授，中国计算机学会
（ＣＣＦ）会员，主要研究方向为编译优化嵌入式系统．Ｅｍａｉｌ：ｑｉｎｇａｎ＠ｗｈｕ．ｅｄｕ．ｃｎ．何　静，女，１９７７年生，博士，助理教授，主要研究方向
为无线网络与移动计算、社会网络分析、云大数据分析．沈凡凡，男，１９８７年生，博士研究生，主要研究方向为可信软件、计算机体系结构、
存储系统．帅子琦，男，１９９４年生，硕士研究生，主要研究方向为编译优化、嵌入式系统．徐　超，男，１９８０年生，博士，副教授，中国计算机
学会（ＣＣＦ）会员，研究方向为可信软件、嵌入式系统和计算机审计．

犘犆犚犃犕损耗均衡研究综述
何炎祥１）　陈木朝１），２）　李清安１）　何　静３）　沈凡凡１）　帅子琦１）　徐　超４）

１）（武汉大学计算机学院　武汉　４３００７２）
２）（广东交通职业技术学院信息管理中心　广州　５１０６５０）
３）（肯尼索州立大学计算机科学系　玛丽埃塔美国　３００６０）

４）（南京审计大学工学院　南京　２１００２９）

摘　要　随着半导体工艺的高速发展，计算机系统中处理器与主存之间性能差距的不断增大，传统存储器件的集
成度已接近极限，能耗问题也日益突出，当前传统的主存技术面临挑战．相变随机存储器（ＰＣＲＡＭ）具有集成度高、
功耗低、非易失、字节级编址等优良特性，是最有发展潜力的、最有可能完全取代ＤＲＡＭ主存的非易失性存储器之
一．首先介绍了ＰＣＲＡＭ的发展与应用现状，指出Ｔ型结构是当前学术界和产业界广泛采用的器件结构，目前已经
有ＰＣＲＡＭ产品逐步开始量产并投入商业应用．然后，介绍了ＰＣＲＡＭ当前面临的挑战，指出ＰＣＲＡＭ面临的写耐
久性局限是限制期发展与应用的主要障碍之一，分布不均匀的写操作会使ＰＣＲＡＭ快速失效．接着，从硬件辅助和
软件辅助两个角度分别介绍了当前研究人员所提出的一些具有代表性的ＰＣＲＡＭ损耗均衡技术，在分析和归纳当
前研究现状的基础上，指出了现有方案的优点和亟待完善之处．最后，展望了未来ＰＣＲＡＭ损耗均衡技术的研究方
向，为该领域今后的发展提供参考．
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ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓｃａｎｂｅｄｉｖｉｄｅｄｉｎｔｏｔｗｏｌｅｖｅｌｓ：ｏｐｅｒａｔｉｎｇｓｙｓｔｅｍｌｅｖｅｌａｎｄｃｏｍｐｉｌｅｒｌｅｖｅｌ．Ｏｎｔｈｅｂａｓｉｓ
ｏｆａｎａｌｙｚｉｎｇａｎｄｓｕｍｍａｒｉｚｉｎｇｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔｒｅｓｅａｒｃｈｓｉｔｕａｔｉｏｎ，ｗｅｄｉｓｃｕｓｓｅｄａｄｖａｎｔａｇｅｓａｎｄ
ｄｉｓａｄｖａｎｔａｇｅｓｏｆｔｈｅｓｅｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓａｎｄｂｒｉｅｆｌｙｄｉｓｃｕｓｓｅｄｔｈｅｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓｏｆｆｕｒｔｈｅｒｒｅｓｅａｒｃｈ，ａｎｄ
ｔｈｕｓｃｏｕｌｄｂｅｒｅｆｅｒｅｎｃｅｗｏｒｋｆｏｒｔｈｅｎｅｘｔｓｔｅｐｏｆｔｈｉｓｆｉｅｌｄ．

犓犲狔狑狅狉犱狊　ｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｒａｎｄｏｍａｃｃｅｓｓｍｅｍｏｒｙ；ｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｅｍｅｍｏｒｙ；ｗｅａｒｌｅｖｅｌｉｎｇ；ｈａｒｄｗａｒｅ
ａｓｓｉｓｔｅｄ；ｓｏｆｔｗａｒｅａｓｓｉｓｔｅｄ

１　引　言
近几十年来，以集成电路技术为基础的信息技

术飞速发展，推动着整个社会快速进入城市化、工业
化和信息化，以计算机为代表的信息技术已经成为
一个国家国民经济发展的基础支撑．半导体存储器
技术作为集成电路技术的重要组成部分，和处理器
技术一同高速发展，为计算机带来了强大的处理能
力．随着集成电路技术的高速发展，ＣＰＵ的时钟频
率持续提高，特别是多线程技术的广泛应用，更是使

得计算处理能力得到大幅度的提升．然而，传统的半
导体存储器性能却提升缓慢，ＣＰＵ性能与主存性能
之间的性能差距更是不断扩大．集成度、速度、能耗、
寿命等是衡量半导体存储器的主要技术指标．当前，
被计算机系统广泛采用的ＳＲＡＭ、ＤＲＡＭ和Ｆｌａｓｈ
等传统半导体存储技术都面临着各自物理极限的的
挑战，集成度已接近极限，能耗问题也是日益突出，
主存系统已经成为制约计算机系统整体性能提升的
瓶颈之一．
ＳＲＡＭ具有读写速度快，写耐久性较好等优点，

目前已经被广泛地应用于靠近ＣＰＵ的片上存储设
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备．ＳＲＡＭ是在静态触发器的基础上附加门控管而
构成的，每个存储单元一般采用六个晶体管来存储
一个数据位，尺寸大小一般不低于１２０Ｆ２，因此生产
成本相对较高，集成度相对较低．此外，ＳＲＡＭ还面
临着功耗相对较高（特别是泄漏功耗较高）的问题，
在集成电路２８ｎｍ技术节点以后，因电荷存储的物理
极限开始面临着信噪比和软故障率等方面的挑战．

ＤＲＡＭ具有速度快、成本低等优势，目前已经
被广泛应用于计算机主存［１］．ＤＲＡＭ存储单元一般
采用一个电容和一个晶体管构成，利用电容存储电
荷量来表示一个二进制数据位．其一，访问速度提升
缓慢．每次执行读写操作，都需要并发地执行寻址操
作，以致计算性能与主存访问性能之间的差距不断
扩大，严重制约了ＣＰＵ计算能力的充分发挥．虽然
近年来采用的缓存和预取技术在一定程度上缓解了
这一问题，但是由于缓存的容量和价格等因素，并未
从根本上解决这一问题．其二，能源消耗量大．由于
电容具有漏电的特性，因此ＤＲＡＭ在实际应用过
程中，需要设置专门的刷新电路周期性地给电容充
电，否则会由于电容电位差不足而使存储的数据
丢失，这种固有的周期性地对电容进行刷新充电操
作，无疑给电路结构增加了额外的负担，更重要的是
会耗费大量的能源．有研究表明，ＤＲＡＭ主存能耗
甚至占到服务器系统总能耗的２０％～４０％［２４］．其
三，读操作局限．ＤＲＡＭ的读操作具有破坏性，每次
读取存储单元的数据后，需要再次写回存储单元，这
种读操作方式不仅会产生额外的能源消耗，还会阻
碍正常访存的执行，造成不可忽视的性能开销．此
外，单个ＤＲＡＭ芯片的容量有限，为了构建大容量
的主存系统，只能通过堆叠ＤＲＡＭ芯片的方式，成
本高昂．
Ｆｌａｓｈ具有功耗低、体积小、抗震动和非易失性

（Ｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｅ）等特点，其应用已经逐步从数字家电、
手机等嵌入式领域扩展到服务器、高性能计算机以
及大规模存储领域［５７］．Ｆｌａｓｈ通过具有浮栅的ＭＯＳ
管来存储电荷来表示数据，是电可擦除只读存储器
（ＥｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙＥｒａｓａｂｌｅＰｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅＲｅａｄＯｎｌｙ
Ｍｅｍｏｒｙ，ＥＥＰＲＯＭ）的变种［８］．根据实现技术及其
内部组成架构，Ｆｌａｓｈ大致可以将其分为ＡＮＤ型、
ＮＡＮＤ型、ＮＯＲ型和ＮｉＮＯＲ型等几种，当前应用
最广泛的是ＮＡＮＤ型和ＮＯＲ型［９］．Ｆｌａｓｈ当前面
临着可微缩性差、兼容性差、写性能差和使用寿命短
等挑战，仅适合用作计算机系统的二级存储设备［１０］．

近年来，非易失性存储（ＮｏｎＶｏｌａｔｉｌｅＭｅｍｏｒｙ，
ＮＶＭ）技术在许多方面都取得了一些重大的进展，
为计算机系统的存储能效提升带来了新的契机，研
究者们建议采用新型ＮＶＭ技术来替代传统的存储
技术，以适应计算机技术发展对高存储能效的需
求［１１１２］．以相变随机存储器（ＰｈａｓｅＣｈａｎｇｅＲａｎｄｏｍ
ＡｃｃｅｓｓＭｅｍｏｒｙ，ＰＣＲＡＭ）为代表的多种新型ＮＶＭ
技术因具备高集成度、低功耗等特点而受到国内外
研究者的广泛关注．特别地，ＰＣＲＡＭ因其具备非易
失性、可字节寻址等特性而同时具备作为主存和外
存的潜力，在其影响下，主存和外存之间的界限也正
在逐渐变得模糊，甚至有可能对未来的存储体系结
构带来重大的变革．因此，ＰＣＲＡＭ被认为是极具发
展前景、最有可能完全替代ＤＲＡＭ的新型ＮＶＭ技
术之一［１３］．

２　犘犆犚犃犕的发展与挑战
近些年来，随着微电子技术的飞速发展，一些具

有优良特性的ＮＶＭ也被陆续推出，学术界和产业
界也都分别针对这些新型ＮＶＭ开展了广泛而深
入的研究工作，并取得了一些重要研究进展．当前，
研究人员正在研究的这些主流新型存储技术，主要
是利用存储介质在某些外加条件下所表现出来的
不同特性来存储数据，目前受到学术界和产业界
的广泛关注的新型存储器件有铁电随机存储器
（ＦｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃＲａｎｄｏｍＡｃｃｅｓｓＭｅｍｏｒｙ，ＦｅＲＡＭ）、
自旋转移力矩磁随机存储器（ＳｐｉｎＴｒａｎｓｆｅｒＴｏｒｑｕｅ
ＭＲＡＭ，ＳＴＴＭＲＡＭ）、阻变随机存储器（Ｒｅｓｉｓｔｉｖｅ
ＲａｎｄｏｍＡｃｃｅｓｓＭｅｍｏｒｙ，ＲＲＡＭ）和ＰＣＲＡＭ［１４１９］．

ＦｅＲＡＭ是一种电容型存储器，采用铁电材料
作为存储介质，通过铁电材料（ＰｂＺｒｘＴｉ１ｘＯ３，ＳｒＢｉ２
Ｔａ２Ｏ９，Ｂｉ４Ｔｉ３Ｏ１２等）的高介电常量，以及铁电材料
的不同极化方向来存储数据，利用铁电材料的极化
反转来实现读操作和写操作［２０２１］．ＦｅＲＡＭ根据工
作模式的不同，可以分为ＮＤＲＯ和ＤＲＯ两种类
型［２２２３］．当前已经量产的是ＤＲＯ型ＦｅＲＡＭ，其执
行数据读写操作是通过铁电材料薄膜的极化反转来
实现，工作效率相对比较低［２４２５］．此外，ＦｅＲＡＭ的
微缩能力较差，铁电材料在缩小至一定程度时就会
失去铁电效应，难以采用纳米工艺，制约了其向高密
度方向的发展．

ＭＲＡＭ是一种利用磁阻材料磁隧道结（ｍａｇｎｅｔｉｃ
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ｔｕｎｎｅｌｉｎｇｊｕｎｃｔｉｏｎ）的磁阻效应来存储数据的新型
ＮＶＭ［２６２８］．ＭＲＡＭ存储单元一般是由固定层（又称
参考层）、隧穿层（又称势垒层），以及自由层等三个
物理层共同构成．当自由层的磁极方向与固定层的
磁极方向处于平行状态时，电子穿越隧穿层时所受
到的散射作用相对较弱，材料呈现出低电阻特性，可
以用于表示二进制信息“１”；当自由磁层的磁极方向
与固定磁层的磁极方向处于反平行状态时，电子穿
越隧穿层时所受到的散射作用相对较强，材料呈现
出高电阻特性，可以用于表示二进制信息“０”［２９］．近
年来，学术界和产业界重点研究的ＳＴＴＲＡＭ就是
利用放大了的隧道效应，通过流过隧道结中不同的
自旋极化电流使磁性薄膜的磁化方向改变来完成写
操作的［３０３１］．这种新型ＭＲＡＭ具有集成度高、写耐
久性好、功耗低、结构简单等优点，是极具发展潜力
的新型ＮＶＭ之一［３２］．受到磁性材料的因素制约，
ＭＲＡＭ存储单元之间极易产生干扰，特别是进一
步微缩后，在执行读写操作时面临的不同存储单元
之间的磁场干扰问题会更加突出．

ＲＲＡＭ利用阻变材料在外加电场的作用下，在
两个及以上不同电阻态之间快速相互转换这一特性
来实现数据存储［３３３４］．ＲＲＡＭ存储单元是在两个金
属电极中间夹一个介电层，或者是一个金属电极和
一个半导体中间夹一个介电层构成，其制造工艺能
够与ＣＭＯＳ后段高温工艺完全兼容，具有较好的发
展前景［３５３７］．使用的阻变材料不同，ＲＲＡＭ存储单
元的实际作用机制差别也比较大，但其本质都由于
外部刺激（如电压等）引起阻变材料的离子运动和局
部结构变化（晶体结构不变），进而产生电阻差
异［３８］．当前受到学术界和产业界广泛的ＲＲＡＭ机
理是导电细丝理论，基于细丝导电的器件将不依赖
于器件的面积，因而微缩发展潜力巨大［３９］．ＲＲＡＭ
面临的挑战是丝状结构会提升电流密度，对其性能
和可靠性产生一定的负面影响．
ＰＣＲＡＭ又称ＰＣＭ、ＯＵＭ（ＯｖｏｎｉｃＵｎｉｆｉｅｄ

Ｍｅｍｏｒｙ）和ＣＲＡＭ（ＣｈａｌｃｏｇｅｎｉｄｅＲａｎｄｏｍＡｃｃｅｓｓ
Ｍｅｍｏｒｙ），是一种利用相变材料（一种或多种硫系
化合物薄膜）作为存储介质，通过相变材料在电流的
焦耳热作用下，在结晶相态（ａｍｏｒｐｈｏｕｓ）和非晶相
态（ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ）之间快速并可逆地转换时，会呈现出
的不同电阻率这一特性来实现数据存储的ＮＶＭ技
术［４０４２］．研究表明，ＰＣＲＡＭ具有容量大、集成度高、
速度快、功能低和成本低等优点，特别是与新型

ＣＭＯＳ工艺兼容，在５ｎｍ技术节点前不存在物理限
制，具有广泛的应用价值，是极具发展潜力的新型
ＮＶＭ之一［４３］．当前，ＰＣＲＡＭ已经逐步量产并开始
投入商业应用，然而，较高品质的相变材料制备，以
及相变材料在结晶相态和非晶相态之间相互转换
时所产生的高功耗是制约其商用应用的瓶颈．特别
是写操作延时大（６０ｎｓ～１２０ｎｓ，大约是读操作延时
的５～１０倍）、写操作功耗高（大约是读操作功耗的
１０倍）和写耐久性差（大约１０８次）是ＰＣＲＡＭ进一
步发展所亟需解决的问题［１２，４４４５］．

与传统的存储器件相比，ＦｅＲＡＭ、ＭＲＡＭ、
ＲＲＡＭ和ＰＣＲＡＭ等新型存储技术具有集成度高、
功耗低、读写访问速度快、非易失、零或低空闲能耗、
字节级编址、体积小和抗震等许多优良特性，为计算
机的发展和存储能效的提高带来了新的契机，推动
着计算机系统结构的变革．特别是ＰＣＲＡＭ因其具
有的独特优势，已经率先开始量产并投入商业应用，
在新型数据中心和消费性电子产品市场上占据着
非常重要的位置，极有可能成为下一代主流的存储
技术．

表１比较了七种存储器件的几项关键指标．
综上所述可以得出，与ＳＲＡＭ和ＤＲＡＭ相比，
ＰＣＲＡＭ具有非易失性、存储密度更高、不需要刷
新、抗辐射干扰等优点；与Ｆｌａｓｈ相比，ＰＣＲＡＭ具
有读写速度快、使用寿命长、可以执行位操作等优
点；与其它新型非易失性存储器相比，ＰＣＲＡＭ具有
持久性强、功耗低或者容量大、制造工艺简单、研究
相对更加成熟等优点；与ＦｅＲＡＭ相比，具有存储密
度高、读操作非破坏性等优点；与ＳＴＴＭＲＡＭ相
比，具有功耗低、稳定性强等特点；与ＲＲＡＭ相比，
具有材料制备成熟、存储密度高等优点．特别地，
ＤＲＡＭ与ＦＬＡＳＨ进一步缩小会在与新型ＣＭＯＳ
兼容方面上存在较大的技术瓶颈，而ＰＣＲＡＭ与新
型ＣＭＯＳ技术兼容，并且具有良好的微缩能力，有
研究表明在４０ｎｍ技术节点后能够延续四代以
上［４８］．ＰＣＲＡＭ具有的优势为其在存储领域大规模
应用奠定了坚实的基础，是最有发展前景，也最有
可能完全替代ＤＲＡＭ的新颖存储技术之一［４９５１］．
然而，ＰＣＲＡＭ也存在着一些明显不足之处，特别是
写操作速度无法与ＤＲＡＭ相媲美，写耐久性也与
ＤＲＡＭ相差较大等．特别是写耐久性差，是将其大
规模应用于计算机系统所面临的主要障碍之一，目
前国内外研究人员正在研究一些解决方案来应对．
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表１　七种存储技术关键技术指标对比［１２，４４４７］

技术指标 非易失性泄漏功耗 读操作时间 写操作时间 最小尺寸 擦写次数 写操作功耗 读过程破坏性
ＳＲＡＭ 无 有 １ｎｓ １ｎｓ ＞１２０Ｆ２ １０１８ ＜０．１ｎＪ／ｂ 非破坏性
ＤＲＡＭ 无 有 ３０ｎｓ １５ｎｓ ６Ｆ２～１０Ｆ２ １０１６ ～０．１ｎＪ／ｂ 破坏性

Ｆｌａｓｈ ＮＯＲ 有 无 ５０ｎｓ １０μｓ １０Ｆ２ １０５ ０．１ｎＪ／ｂ～１ｎＪ／ｂ 非破坏性
ＮＡＮＤ 有 无 １０μｓ １００μｓ ５Ｆ２ １０５ ０．１ｎＪ／ｂ～１ｎＪ／ｂ 非破坏性

ＦｅＲＡＭ 有 无 ２０ｎｓ～８０ｎｓ ５ｎｓ～１０ｎｓ １５Ｆ２～３４Ｆ２ １０１２ ＜１ｎＪ／ｂ 破坏性
ＳＴＴＲＡＭ 有 无 ２ｎｓ～２０ｎｓ ５ｎｓ～３５ｎｓ １６Ｆ２～６０Ｆ２ １０１２ １．６ｎＪ／ｂ～５ｎＪ／ｂ 非破坏性
ＲＲＡＭ 有 无 １０ｎｓ～５０ｎｓ １０ｎｓ～５０ｎｓ ４Ｆ２～１４Ｆ２ １０８ ～０．１ｎＪ／ｂ 非破坏性
ＰＣＭＩ 有 无 ２０ｎｓ～５０ｎｓ ６０ｎｓ～１２０ｎｓ ４Ｆ２～８Ｆ２ １０８ ＜１ｎＪ／ｂ 非破坏性

２１　犘犆犚犃犕的发展
有关ＰＣＲＡＭ技术的研究最早可以追溯至

１９１７年，当时Ｗａｔｅｒｍａｎ发表论文称发现能够逐步
改变硫化物ＭｏＳ２的电导率，并使其在两种不同相
态时分别呈现出高电阻率和低电阻率两个不同电学
特性等一些相变材料所具有的重要特性［５２５３］．但是，
由于受到当时的科研条件限制，以及缺乏使相变材
料实现熔融淬火的相关技术，Ｗａｔｅｒｍａｎ没有能够
进一步揭示相变材料的微观晶格结构变化，并且无
法使相变材料的电导率实现逆变．尽管有相变材料
的电导率不可逆等因素限制，这项研究在当时没有
引起学术界和产业界的足够的重视，研究人员选择
使用其他的一些技术用于存储数据（例如２０世纪
３０年代的机械穿孔卡、２０世纪５０年代的磁芯存储
器等），但是Ｗａｔｅｒｍａｎ的开创性工作使得相变材料
成为存储材料科学研究的一个新分支，引起了学术
界和产业界的关注［５４］．１９６２年，Ｐｅａｒｓｏｎ等人发现
了碲砷玻璃存在相变现象，并撰写论文正式提出了
“相变”理论［５５］．１９６６年，Ｏｖｓｈｉｎｓｋｙ第一次申请了
相变存储技术方面的专利．１９６８年，Ｏｖｓｈｉｎｓｋｙ的研
究成果打破了电导率不可逆变这一制约将相变材料
应用于数据存储领域的瓶颈，并公开发表了一篇关
于相变理论研究的论文，他在文中详细描述了一种
相变材料（Ｇｅ１０Ｓｉ１２Ａｓ３０Ｔｅ４８）在电场的作用下，能够
可逆地在非晶相状态和结晶相态之间实现相互快速
转换，并且其在非晶相态时表现出高阻特性，在结晶
相态时表现出低电阻特性，因此可以利用非晶相态
和结晶相态分别表示数据“０”和“１”，用于存储二进
制信息，开启了相变材料及相变存储器件相关研究
的先河［５６］．１９７０年，Ｎｅａｌｅ和Ｍｏｏｒｅ发表论文，详细
描述了一个具有２５６ｂｉｔ容量的ＰＣＲＡＭ存储器
件［５７］．目前国内外都已经研制出实现读、写、擦全部
功能的芯片，ＰＣＲＡＭ开始逐渐步入产业化进程．

物质是能够以多种相态存在的，相变材料至少
存在非晶相态（分子结构杂乱无序）和结晶相态（分

子结构整齐有序）两种相态．处于非晶相态和结晶相
态的相变材料，分别在光学性能和电学性能等方面
都具有非常明显的差异．于是，人们利用相变材料在
不同相态时具有的这些特性差异来实现数据存储，
利用相变材料的光学性能差异来实现数据存储的是
相变光盘（ＣＤ、ＤＶＤ和蓝光光盘等），而利用相变材
料的电学性能差异来实现数据存储的是ＰＣＲＡＭ．
相变材料的三元相图如图１所示．

图１　相变材料的三元相图［５８］

当前，学术界和产业界研究最多、且相对较为成
熟的相变材料是ＧｅＳｂＴｅ系列合金．其中，Ｇｅ２Ｓｂ２
Ｔｅ５和Ｓｉ２Ｓｂ２Ｔｅ５因光学性能优异，已经大规模应用
于相变光盘．这两种相变材料不仅光学性能优异，而
且电学性能也较为突出，非晶相态与结晶相态之间
的电阻系数差异非常大，具备多值存储潜力，特别是
掺杂Ｉｎ，Ｓｎ，Ｂｉ，Ｓｉ，Ｃ和Ｎ等元素后，各方面的特性
均得到较大幅度的提升，因此已经被广泛用于
ＰＣＲＡＭ研究和器件制备［５９６３］中．此外，ＰＣＲＡＭ器
件结构不同，在微缩能力和功耗等方面也会有细微
差别．当前研究的ＰＣＲＡＭ主要器件结构有Ｔ型结
构（即蘑菇型结构）、μＴｒｅｎｃｈ结构、边缘接触型结
构和平面结构等［６４６８］．其中，Ｔ型结构是目前学术界
和产业界广泛采用的器件结构，主要由底电极、相变
材料层和顶电极等三个部分构成．Ｔ型结构的
ＰＣＲＡＭ存储单元如图２所示．
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图２　Ｔ型结构的ＰＣＲＡＭ存储单元［６４］

ＰＣＲＡＭ的数据存储功能是通过给器件中的一
种或多种硫系化合物薄膜施加不同强度和不同时长
的电脉冲，使其在不同程度电流焦耳热的作用下
分别呈现出不同电阻特性来实现的．Ｇｅ２Ｓｂ２Ｔｅ５、
Ｓｉ２Ｓｂ２Ｔｅ５和Ａｌ２Ｓｂ２Ｔｅ６等相变材料在吸收一定量
的热能后，会在非晶相态和结晶相态之间实现快速
相互转变，并表现出非常明显的电阻系数差异．相变
材料在非晶相态时呈现出半导体特性，具有较高的
电阻值；在结晶相态时呈现出半金属特性，具有较低
的电阻值［６９７３］．因此，可以分别通过相变材料在非晶
相态和结晶相态时呈现出的不同电阻特性来分别表
示需要存储的数据．
ＰＣＲＡＭ具有较好的微缩能力．研究表明，基于

２０ｎｍ工艺节点以及４Ｆ２的单元尺寸，ＰＣＲＡＭ技术
的存储密度大约是ＤＲＡＭ技术的１６倍［７４７５］．特别
地，普通的ＰＣＲＡＭ存储单元根据相变材料通过在
非晶相态和结晶相态两种相态时呈现出的不同电阻
特性来实现二值数据存储，但是某些相变材料（如
Ｇｅ２Ｓｂ２Ｔｅ５等）电学性能非常优异，在非晶相态和结
晶相态两种相态时表现出的电阻差异可以达到５个
数量级，具备多值存储潜力［７６７７］．ＰＣＲＡＭ多值存储
技术就是利用相变材料在不同相态时高、低电阻
之间的巨大差异，在单个存储单元上实现两个及
以上的存储状态，可以在制程工艺不变的情况下
使存储单元容量实现倍增的效果，从而能够显著
地提高器件的集成度，大幅度地降低存储成本，是
当前ＰＣＲＡＭ存储技术的重要研究方向之一［７８８１］．
ＰＣＲＡＭ存储单元实现单阶存储（即二值存储）和二
阶存储（四值存储）的电阻分布和单阶存储单元与二
阶存储单元之间的转换如图３所示．
ＰＣＡＲＭ具有良好的非易失性．研究表明，ＰＣＲＡＭ

不仅泄露功耗非常低，而且相变材料的状态也非
常稳定，能够在温度低于１２０℃的环境里，在掉电
的条件下可以保持１０年以上不变，从而具有非易
失性［８３］．

图３　ＰＣＲＡＭ存储单元的电阻分布和ＳＬＣ／ＭＬＣ转换［８２］

ＰＣＲＡＭ因具有非易失性、存储密度高、功耗相
对较低、抗辐射干扰等诸多优良特性，有着非常广阔
的发展前景．但是，ＰＣＲＡＭ当前也面临着很多挑
战，其一是执行写操作时耗费的时间相对较长，一次
写操作大约需要耗费５０ｎｓ～１２０ｎｓ才能完成；其二
是写耐久性较差，目前使用的相变材料可以承受写
操作的次数大约为１０８次．ＰＣＲＡＭ的读写速度及功
耗如图４所示．

图４　ＰＣＲＡＭ的读写时间及功耗示意图［８３］

综上所述，新型存储器件的理论研究与实际应
用，正推动着计算机系统结构的变革，特别是存储能
效的提升带来了新的曙光．作为最有发展前景之一
的ＰＣＲＡＭ技术，与传统的ＤＲＡＭ等存储技术相
比，在存储密度和功耗方面表现出非常明显的优势，
因此被学术界和产业界普遍认为是最有可能替代
ＤＲＡＭ、最具发展潜力的存储技术之一．
２２　犘犆犚犃犕的应用

半导体工艺技术高速发展，到２０世纪末已经发
展到了纳米量级，这给ＰＣＲＡＭ带来了前所未有的
发展机遇．学术界和产业界也都针对ＰＣＲＡＭ相关
理论与应用投入了大量的精力，开展了广泛而深入
的研究，并取得了许多激动人心的进展，目前已经逐
步开始量产并投入商业应用．２０１１年，美国的ＩＢＭ
公司采用９０ｎｍＣＭＯＳ制造工艺攻克了ＰＣＲＡＭ
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的多位封装这一难题，实现了单个存储单元上的多
位数据存储，并且写入和检索数据的速度能够达到
Ｆｌａｓｈ（ＮＡＮＤ）的１００倍以上，连续擦写次数大约为
一千万次［８４］．同年，我国的上海微系统与信息技术
研究所取得突破，成功研制出了第一款具有自主知
识产权的ＰＣＲＡＭ芯片，容量达到８ＭＢ，并且具备
读、写、擦等全部功能［８５］．２０１２年，韩国的Ｓａｍｓｕｎｇ
公司在国际固态电路会议上推出了制程工艺达
２０ｎｍ、容量为８ＧＢ的ＰＣＲＡＭ芯片［８６］．２０１２年，美
国的Ｍｉｃｒｏｎ公司宣布量产制造工艺为４５ｎｍ、容量
为１ＧＢ的ＰＣＲＡＭ芯片［８７］．２０１３年，Ｎｏｋｉａ正式将
Ｍｉｃｒｏｎ公司的容量为１ＧＢ＋５１２ＭＢ的ＰＣＲＡＭ芯
片用于Ａｓｈａ系列手机［８４］．２０１５年７月，美国的Ｉｎｔｅｌ
公司和Ｍｉｃｒｏｎ公司联合发布了基于硫系化合物材
料的３ＤＸｐｏｉｎｔ技术，其实现的存取速度能够达到
现有基于Ｆｌａｓｈ（ＮＡＮＤ）的固态硬盘（ＳｏｌｉｄＳｔａｔｅ
Ｄｒｉｖｅ，ＳＳＤ）存取速度的１０００倍以上，研究人员认
为这种技术有可能是近三十年以来存储技术领域取
得的重大突破之一，在商业应用方面具有较大发展
前景［８８］．２０１６年３月，美国的ＩＢＭ公司宣布已经在
高达８０℃的“高温”环境下，实现了每个ＰＣＲＡＭ存
储单元３ｂｉｔ存储．目前在这样的存储密度水平下，
ＰＣＲＡＭ的使用成本已经低于ＤＲＡＭ，与Ｆｌａｓｈ的

使用成本基本持平，是实现大规模商业应用的一个
重要里程碑［８９９１］．
２３　犘犆犚犃犕面临的挑战

相变材料在非晶相态通常具有很高的电阻，而
在结晶相态具有较低的电阻，ＰＣＲＡＭ存储单元就
是利用相变材料在结晶相态和非晶相态之间的电阻
差异来表示０／１信号［７５］．具体实现过程是：执行读
操作时，先给相变材料施加一个较低的电压，然后通
过测量其电阻率来识别其是处于高电阻状态（表示
二进制数据“０”）还是低电阻状态（表示二进制数据
“１”）；执行写“１”操作时，给相变材料施加一个时间
较长，但强度中等的电脉冲进行加热，使其在电流
产生的焦耳热作用下，温度上升到结晶温度以上、熔
化温度以下，完成中温结晶过程，处于结晶相态（即
低电阻状态），这个相态切换的过程称为ＳＥＴ过程；
在执行写“０”操作时，先给相变材料施加一个时间
较短，但强度很高的电脉冲进行加热，使其在电流
产生的焦耳热作用下，温度上升到熔点之上，然后
在脉冲“陡降”后实现快速淬火，由熔融状态进入到
非晶相态，完成高温淬火过程，处于非晶相态（即高
电阻状态），这个相态切换的过程称为ＲＥＳＥＴ过
程［９２］．相变材料的ＲＥＳＥＴ过程和ＳＥＴ过程如图５
所示．

图５　ＲＥＳＥＴ过程和ＳＥＴ过程［９２］

ＰＣＲＡＭ当前面临的主要挑战，其一是执行读
操作和写操作的延迟不均衡，特别是在执行写“１”
操作过程中，虽然需要的电流较小，但是需要耗费
较长的时间来完成中温结晶过程，因而决定了写
“１”操作功耗较低、速度较慢的结果；ＲＥＳＥＴ过程
需要较大的电流来完成高温淬火过程，因而决定
了写“０”操作功耗较高、速度较快．其二是写耐久
性有限，这也是严重制约ＰＣＲＡＭ发展与应用的
瓶颈之一．由于相变材料在完成大约１０８次写操作
后，频繁的中温结晶和高温淬火过程会引起相变材
料反复膨胀和收缩，导致加热电阻发生脱落，致使
ＰＣＲＡＭ存储单元再也无法改变相态，造成其彻底失
效．这一缺陷严重制约了将ＰＣＲＡＭ应用于主存，甚

至会对主存构成安全威胁．尤其是对于ＰＣＲＡＭ主
存使用较为贪婪的用户或者攻击者来说，通过对某
一部分存储单元持续地进行高强度的写操作，不仅
导致产生大量的写延时和写功耗，更严重的是使这
部分存储单元快速达到写耐久性极限，在较短时间
内就会失效．

虽然与ＦｅＲＡＭ、ＳＴＴＭＲＡＭ和ＲＲＡＭ等新
型高密度ＮＶＭ相比ＰＣＲＡＭ优点突出，其物理性
能、存储性能和制造工艺方面都相对成熟可靠，工业
界也已经推出了成熟产品［８４８８，９３９６］，并逐步开始量
产和投入商业应用，但是ＰＣＲＡＭ技术仍然面临着
一些挑战，特别是较低的可写入次数大大限制了其
使用寿命．当前ＰＣＲＡＭ存储单元的耐写能力大约
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为１０８次，按照平均使用频率计算，作为计算机主存
使用，其实际寿命大约只有３年左右［９７］．并且在实
际应用过程中，由于主存中不同存储区域之间存在
着明显的访问不均衡，某些ＰＣＲＡＭ主存单元会由
于持续执行读写操作而过度损耗，甚至有可能在几
天之内就会损坏，从而影响整个主存的可用性．为了
提升ＰＣＲＡＭ的使用寿命，学术界和产业界已经开
展了大量卓有成效的研究工作，目前研究人员已经
提出了大量的损耗均衡（ＷｅａｒＬｅｖｅｌｉｎｇ）方法，试图
借此来延长ＰＣＲＡＭ的实际使用寿命，这对于进一
步促进ＰＣＲＡＭ的商业应用和推广，都具有极其重
要的意义．

３　犘犆犚犃犕损耗均衡技术进展
ＰＣＲＡＭ具有的容量大、密度高、速度快、功耗

低和成本低等诸多优势，为其在存储领域的广泛应
用奠定了坚实的基础．但是，ＰＣＲＡＭ自身仍存在的
写耐久性有限等一些固有缺陷，是阻碍其广泛应用
于计算机系统的主要障碍．为了应对ＰＣＲＡＭ因写
耐久性有限带来的挑战，避免器件中的部分存储单
元因过于频繁的执行写操作，致使相变材料达到写
耐久性上限后无法再改变相态而率先损耗失效．近
些年来，研究人员提出了大量的损耗均衡技术，希望
借此来延长ＰＣＲＡＭ的使用寿命．当前研究人员提
出的这些损耗均衡技术，根据其实现途径的不同，大
致可以分为硬件辅助的损耗均衡技术和软件辅助的
损耗均衡技术两大类．为了方便表述，我们将已经承
受大量写操作（即损耗相对较为严重）的ＰＣＲＡＭ
存储单元称为“年迈”区域，将尚未承受大量写操作
（即损耗相对较为轻微）的ＰＣＲＡＭ存储单元称为
“年轻”区域；把即将执行写操作、要写入到ＰＣＲＡＭ
存储单元的数据称为“新”数据，把已经存储在
ＰＣＲＡＭ存储单元（即将写入“新”数据的目标存储
单元）上的数据称为“旧”数据；把需要频繁执行写入
操作的数据称为“热”数据，把较少执行写入操作的
据称为“冷”数据．
３１　硬件辅助的损耗均衡技术

目前，研究人员已经从不同的视角，针对不同粒
度，提出了大量硬件辅助的ＰＣＲＡＭ损耗均衡技
术．一般而言，粒度越细的技术需要搜集和记录的信
息就越多，硬件开销和性能开销也就越高．根据粒度
的不同，我们将硬件辅助的损耗均衡技术分为存储

页级、存储块级和存储线级等三大类．
３．１．１　存储页级（Ｐａｇｅ）

文献［９８］设计了一个基于ＰＣＲＡＭ和ＤＲＡＭ
的混合主存架构，并提出一组包含三个策略的方案来
提升ＰＣＲＡＭ存储系统的寿命．鉴于ＰＣＲＡＭ具有
读操作速度快、功耗低、对相变材料无损伤，而写操作
速度慢、功耗高、对相变材料有损伤的特性，该方案首
先提出了一种思路新颖的缓存替换策略（Ｎｃｈａｎｃｅ
ＣａｃｈｅＲｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ），通过在选择替换页面时，优先
选择一个未被修改过的页面进行替换，这样可以大
幅度减少因替换操作引起的写回操作，并尽可能地
让频繁修改的页面处长期保持在缓存中，增加合并
写操作概率，减少数据写回，减少ＰＣＲＡＭ的损耗．
该方案中的避免非必要的写操作策略（Ａｖｏｉｄａｎｃｅ
ｏｆＵｎｎｅｃｅｓｓａｒｙＷｒｉｔｅｓ）通过分页技术和“读写读”
存储页差异识别方法（ＲｅａｄＷｒｉｔｅＲｅａｄ，ＲＷＲ）协同
工作来减少不必要的写操作，以及检测错误．分页技
术先将存储页分为若干子存储页，通过主存控制器
进行存储页替换，只有写回那些有ＤｉｒｔｙＢｉｔ的子存
储页．ＲＷＲ存储页差异识别方法与分页技术协同
工作，在执行写回操作之前，先把将要执行写回操作
的“新”数据与原始存储页中的“旧”数据进行比对，
只有当“新”数据与“旧”数据不一致时，才真正执行
写回操作，达到减少执行写操作的目的．该方案中的
页面互换损耗均衡策略（ＳｗａｐＷｅａｒＬｅｖｅｌｉｎｇ）基于
映射表和存储页写操作计数器，通过调整逻辑页面
与物理存储页的映射关系，把缓存中的页面根据策
略需要进行互换，将“年迈”存储页上将要执行的写
回操作转移到“年轻”存储页上，尽可能将写操作均
匀地分布到各个ＰＣＲＡＭ存储单元上，从而达到提
升ＰＣＲＡＭ存储系统的寿命．

文献［９９］针对ＭＬＣ结构相对ＳＬＣ结构的
ＰＣＲＡＭ存储系统相比具有容量倍增的优点，但同
时面临着写耐久性进一步降低这一问题，提出了一
个ＳＬＣ辅助损耗均衡方案．由于ＭＬＣ结构的
ＰＣＲＡＭ的“年迈”区域将比其他部分损坏速度更
快，通过写交换也无法全面利用ＰＣＲＡＭ的写耐久
性．虽然当前研究人员提出的一些损耗均衡策略可
以增强ＰＣＲＡＭ的使用寿命，但是却面临着恶化的
工艺偏差这一更大的挑战．该方案充分考虑工艺偏
差，提出一种通过从ＭＬＣ到ＳＬＣ的动态和自适应
模式转换的ＳＬＣ辅助损耗均衡方案．与一些将全部
写操作重新均匀分布到各个存储单元的损耗均衡方
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法不同，该方案提出将“年迈”区域动态转换为ＳＬＣ
模式以提高ＰＣＲＡＭ的使用寿命．

文献［１００］提出了一组包含两种损耗均衡策略，
并且与当前的虚拟主存管理机制相兼容的解决方
案．具体思路是：根据每个存储页的使用频率，将
“年迈”存储页存放在离调用位置较远的地方，而将
“年轻”存储页存放在离调用位置较近的地方，使得
每次调用到的存储页都是相对较为“年轻”的存储
页，以避免因“年轻”存储页而产生额外的开销．该方
案根据这一思路，基于时间和空间复杂度，通过存储
页损耗计数器记录每个存储页的写操作频率，提出
了两种损耗策略．基于桶的损耗均衡策略（Ｂｕｃｋｅｔ
ｂａｓｅｄＷｅａｒＬｅｖｅｌｉｎｇ，ＢＷＬ）为了避免调用“年轻”
存储页过程中，因执行查找和排序操作而产生额外
的开销，将空闲存储页和非空闲存储页都相应集中
起来，分别置入空闲桶链表（ＦｒｅｅＬｉｓｔ）和非空闲桶
链表（ＩｎＵｓｅＬｉｓｔ）中．当执行页面空间分配或者是
页面交换操作需要调用空闲存储页时，优先从空闲
桶链表中选取；如果此时空闲基桶是空的，里面没有
存储页可供选取，那么就改为从非空闲桶链表中选
取，并将选取到的存储页中存储的数据转存至最为
“年迈”的空闲存储页中．基于桶的数据结构如图６
所示．基于数组的损耗均衡策略（ＡｒｒａｙｂａｓｅｄＷｅａｒ
Ｌｅｖｅｌｉｎｇ，ＡＷＬ）与基于复杂数据结构的ＢＷＬ策略
有所不同，它采用一个数据结构相对简单的ｐｉｏｖｔ
ｐｏｉｎｔｅｒ，另外再配备两个全局计数器来对ＰＣＲＡＭ
存储页进行统一管理，当某个存储页上执行的写操
作次数达到指定阈值时，就将该存储页与ｐｉｏｖｔ
ｐｏｉｎｔｅｒ相邻的犓个存储页中最为“年轻”的存储页
进行交换．该方案中的ＢＷＬ和ＡＷＬ两种策略都与
现有的虚拟主存管理方法兼容，用近乎于零的存储
页搜索成本提升了ＰＣＲＡＭ的寿命．基于数组的数
据结构如图７所示．

图６　基于桶的数据结构［１００］

图７　基于数组的数据结构［１００］

文献［１０１］构建了一个由ＤＲＡＭ和ＰＣＲＡＭ
组成的混合主存架构，提出了三个策略来提升
ＰＣＲＡＭ的使用寿命．其中的延迟写操作策略
（ＬａｚｙＷｒｉｔｅＯｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ，ＬＷＯ）的操作粒度就是
存储页，另外两个策略的操作粒度都是存储线．
ＬＷＯ策略主要用于尽可能地减少ＰＣＲＡＭ的损
耗，当操作系统从外存中调用数据时，同时对
ＤＲＡＭ和ＰＣＲＡＭ进行页表项的分配，但是调用的
数据一律先写入ＤＲＡＭ中，ＰＣＲＡＭ中只保存页表
项而不写入相应的数据．当页面中的数据被修改过
（即犇＝１）时，或者是操作系统访问ＤＲＡＭ却未命
中且数据未写入到ＰＣＲＡＭ中（即犘＝０）时，才真
正地将数据写回到ＰＣＲＡＭ中，这样可以较大幅度
地减少ＰＣＲＡＭ的写入操作数量，减少了损耗，提
升了使用寿命．
３．１．２　存储块级（Ｂｌｏｃｋ／Ｒｅｇｉｏｎ）

文献［１０２］借鉴了Ｆｌａｓｈ（ＮＡＮＤ）的损耗均衡
思想，针对当前的一些损耗均衡方案需要详细记录
每个数据存储区域的写操作次数，从而产生一定的
额外开销，以及由于一些不必要的数据迁移而未能
充分利用ＰＣＲＡＭ的写耐久性这些问题，提出了一
种基于布隆过滤器（ＢｌｏｏｍＦｉｌｔｅｒ，ＢＦ）的损耗均衡
方案．ＢＦ是一种空间效率较高的二进制向量数据结
构，能够通过位数组来较为简洁地表示一个集合，因
此可以用于快速检测某一个元素是否是某一个数据
集合中的成员．因此，该方案与其他传统的基于热冷
区域交换的动态方法相比，通过应用ＢＦ来识别热
冷区域，能够达到减少写计数器数量的目的，需要的
空间开销相对较少．此外，还通过设计一个存储“冷
热”区域信息的数据表来标识执行写入操作频率不
同的区域．当需要对某一数据执行写入操作时，先在
“冷热”数据表中进行查找，如果查找成功，则将
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“冷”区域和“热”区域进行地址交换，然后对交换后
的地址进行写入操作；如果要操作的地址不在数据
表中，则查找不成功，就直接对原始地址进行操作，
然后更新ＢＦ的计数值．同时，采用动态更新“热”区
域的阈值的方法，将阈值作为实时更新“冷热”区域
数据表的判定依据．这种思路新颖，新的动态损耗均
衡方法，通过基于动态方法来实现冷热存储区域交
换，还减少了不必要的数据迁移．

文献［１０３］在文献［１０２］的研究基础上，关注到
ＰＣＲＡＭ器件中每个存储单元的写耐久性存储差异，
提出了一种基于耐久性差异（ＥｎｄｕｒａｎｃｅＶａｒｉａｔｉｏｎｓ，
ＥＶ）的动态损耗均衡方案．先是设置一个写操作信息
布隆过滤器（ＷｒｉｔｅＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｏｍＦｉｌｔｅｒ，ＷＢ）来

识别热／冷数据区域，再设置一个耐久性差异布隆过
滤器（ＥＶＢｌｏｏｍＦｉｌｔｅｒ，ＥＢ）来识别每个物理存储
单元的写耐久性差异，然后根据每个逻辑数据存储
区域的冷热程度和每个物理存储单元写耐久性的强
弱程度的不同，依次将较热的数据区域（Ｈｏｔｔｅｓｔ
ＬｏｇｉｃａｌＡｄｄｒｅｓｓ）映射到写耐久性较强的存储单元
（ＳｔｒｏｎｇｅｓｔＰｈｙｓｉｃａｌＡｄｄｒｅｓｓ），较冷的数据区域
（ＣｏｌｄｅｓｔＬｏｇｉｃａｌＡｄｄｒｅｓｓ）映射到写耐久性较差的
存储单元（ＷｅａｋｅｓｔＰｈｙｓｉｃａｌＡｄｄｒｅｓｓ）．该方案兼顾
了写操作的行为特征和每个物理存储单元的写耐久
性差异，实现了损耗均衡，提升了ＰＣＲＡＭ的使用
寿命．基于耐久性差异的ＰＣＲＡＭ动态损耗均衡方
案示例如图８所示．

图８　基于耐久性差异的动态损耗均衡示例

文献［１０４］针对一些损耗均衡方案中的地址映
射关系很容易被攻击者获悉，进而攻击者可以通过
恶意的写操作进行攻击，致使ＰＣＲＡＭ中的部分存
储单元由于在较短的时间内就达到写耐久性上限而
失效这一问题，提出了一种有效增强ＰＣＲＡＭ安全
性的安全刷新损耗均衡方案（ＳｅｃｕｒｉｔｙＲｅｆｒｅｓｈ，
ＳＲ）．该方案通过在ＰＣＲＡＭ上内嵌一个安全刷新
控制器（ＳｅｃｕｒｉｔｙＲｅｆｒｅｓｈＣｏｎｔｒｏｌｌｅｒ，ＳＲＣ），在每一
轮ＳＲ操作开始执行之前，先由ＳＲＣ生成一个新的
与存储块地址（ＭｅｍｏｒｙＡｄｄｒｅｓｓ，ＭＡ）具有相同位
数的随机数（ＲｅｍａｐｐｉｎｇＫｅｙ），并将其与上一个随
机数一起进行异或运算后参与到下一轮映射中．

ＰＣＲＡＭ的某个ｂａｎｋ在执行完指定次数的写操作
后，就将该ｂａｎｋ内各个ＭＡ动态地随机映射至刷
新存储地址（ＲｅｆｒｅｓｈｅｄＭｅｍｏｒｙＡｄｄｒｅｓｓ，ＲＭＡ），
完成一次从ＭＡ到ＲＭＡ的重映射．由于该方案中
生成随机数、重映射逻辑等重要过程全部都是由
ＳＲＣ来完成的，并且ＳＲＣ是内嵌在ＰＣＲＡＭ上，因
此可以较好地避免攻击者通过探测主存总线来获取
存储地址信息，保证了一定的安全性．此外，该方案
以基于ＳＲＣ的通信机制来保证数据的完整性，将每
个ｒｅｇｉｏｎ统一划分成若干个ｓｕｂｒｅｇｉｏｎ，先是在每
个ｓｕｂｒｅｇｉｏｎ内部实现较细粒度的一级ＳＲ，然后再
在ｒｅｇｉｏｎ层面实现较粗粒度的二级ＳＲ．ｒｅｇｉｏｎ和
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ｓｕｂｒｅｇｉｏｎ两个层面的ＳＲ协同工作，不仅以相对较
小的开销实现了ＰＣＲＡＭ损耗均衡，还实现了同步

控制的便利性．基于ＳｅｃｕｒｉｔｙＲｅｆｒｅｓｈ的ＰＣＲＡＭ
损耗均衡策略如图９所示．

图９　基于ＳｅｃｕｒｉｔｙＲｅｆｒｅｓｈ的损耗均衡［１０４］

文献［１０５１０６］针对一些基于代数地址重映射
方法的损耗均衡方案不仅存在着较大的额外写操作
开销，而且地址重映射过程还具有一定的规律性容
易被外界获悉，ＰＣＲＡＭ因此受到恶意的写操作攻
击会导致整个存储器件不可用，提出了一种基于代
数映射的地址矩阵重映射损耗均衡方案来提升
ＰＣＲＡＭ的使用寿命．该方案先是将ＰＣＲＡＭ中的
所有存储块地址以地址序号顺序为排序依据，排列
成一个存储块地址矩阵；然后再将存储块矩阵中的
地址空间按照行和列两个维度，统一划分为行地址
空间和列地址空间两个集合；最后，分别在每一个行
地址空间集合和每一个列地址空间集合两个不同的
维度分别进行从逻辑地址到物理地址的行地址空间
映射（ＲｏｗＡｄｄｒｅｓｓＭａｐｐｉｎｇ）和列地址空间映射
（ＣｏｌｕｍｎＡｄｄｒｅｓｓＭａｐｐｉｎｇ）．由于该方案中每一行
地址空间和每一列地址空间的规模都处在全存储空
间存储块总数的平方根的数量级上，因而能够实现
在较低的重映射速率的条件下，实现将各个存储块
的逻辑地址通过行和列两个不同维度的地址空间高
效快速地映射到任意的物理地址，实现了存储块级
的ＰＣＲＡＭ损耗均衡，能够有效防御地址推测攻击
（ＡｄｄｒｅｓｓＩｎｆｅｒｅｎｃｅＡｔｔａｃｋ，ＡＩＡ）、重复地址攻击
（ＲｅｐｅａｔｅｄＡｄｄｒｅｓｓＡｔｔａｃｋ，ＲＡＡ）和生日悖论攻击
（ＢｉｒｔｈｄａｙＰａｒａｄｏｘＡｔｔａｃｋ，ＢＰＡ）［１０４，１０７１０９］．此外，该
方案还加快了任意逻辑地址到物理地址的重映射周
期，较大幅度地降低了额外的写操作开销．基于代数
映射的地址矩阵重映射ＰＣＲＡＭ损耗均衡方案如
图１０所示．

文献［１１０］充分考虑到在嵌入式系统中，挖掘特
定应用程序在诸如固定更新频率和访问模式等方面
的读写操作特征，设计了一个具有针对性的损耗均
衡策略ＦｕｌｌＣｕｒｌｉｎｇ，先是通过分析应用程序的内存
访问特征来获取即将要写入ＰＣＲＡＭ中的数据和
代码的写操作次数，并以此为根据，将执行写操作较
多的区域归集到一起称之为热区域，其他区域归集

图１０　矩阵损耗均衡方法示意图［１０５］

到一起称之为冷区域．当热区域的写操作次数达到
某一个设定阀值时，就将执行迁移操作，将热区域迁
移到相邻的冷区域．通过周期性将热点区域在整个
ＰＣＲＡＭ上进行迁移，实现将写操作均匀地分布到
各个存储单元上，提升ＰＣＲＡＭ的使用寿命．此外，
考虑到某些热区域可能较大，迁移过程中如果有新
的读操作或者写操作请求会无法及时响应，从而导
致产生较大开销，提出了一种更细粒度的部分损耗
均衡策略ＰａｒｔｉａｌＣｕｒｌｉｎｇ．该策略先是设置三个附
加的寄存器负责记录整个热区域的当前的起始物理
地址，以确保已迁移或者未迁移的逻辑地址都能被
正确地转换为物理地址．然后，将热区域划分为若干
个子区域，每个子区域在响应每个请求后迁移，直至
所有子区域都迁移完毕．这样，就实现了将迁移分若
干个小的步骤，每一个步骤都可以与读操作或者写
操作请求的服务交错．
３．１．３　存储线级（Ｌｉｎｅ）

文献［１１１］针对ＰＣＲＡＭ主存面临的写耐久性
不足问题，提出包含一个轻量级的电路和三个策略
的方案来提升ＰＣＲＡＭ的寿命．该方案中的行移位
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策略（ＲｏｗＳｈｉｆｔｉｎｇ）鉴于在执行消除冗余位写入策
略（ＲｅｄｕｎｄａｎｔＢｉｔｗｒｉｔｅｓＲｅｍｏｖｉｎｇ）后，会导致位
更改的局部性在一定程度地得到增强，提出采用另
外附加一个偏移器的方法，在每个ＰＣＲＡＭ存储线
中执行移位机制来实现损耗均衡．即当某一个存储
线上执行的写操作次数达到某一指定阈值时，偏移
器就对该存储线执行以字节为单位的进行循环移
位，这样可以让需要执行写入操作的存储地址相应
地偏移一定距离，从而能够有效地避免对某些存储
单元执行过于频繁的写操作，达到平衡每个存储线
上写操作次数目的，实现损耗均衡．该方案中的段交
换策略（ＳｅｇｍｅｎｔＳｗａｐｐｉｎｇ）通过在一个比存储线
更粗的操作粒度———段上进行移位来实现ＰＣＲＡＭ
损耗均衡．该策略首先是将整个存储系统划分成若
干个段，每个段内又包含若干个存储页，然后由主存
控制器通过ｗｒｉｔｅ＿ｃｏｕｎｔ来统计每个段上执行写操
作的总数量，并且通过ｌａｓｔ＿ｓｗａｐｐｅｄ来记录该段上
一次被替换的时间，这样可以有效防止该段被频繁
地换出．

文献［１１２］针对基于ＰＣＲＡＭ的主存系统面临
的寿命有限和安全性问题等挑战，提出了一种基于
代数映射算法ＳｔａｒｔＧａｐ的损耗均衡方案．该方案
首先将整个ＰＣＲＡＭ统一划分成存储容量大小为
２５６Ｂ的若干个存储线，然后再将这些存储线按照
地址顺序进行排序，构成一个大型存储阵列，最后对
这个存储阵列执行写操作均衡算法操作，实现损耗
均衡．为了保持逻辑地址和物理地址之间的映射关
系，该方案还包含两个寄存器Ｓｔａｒｔ和Ｇａｐ．寄存器
Ｓｔａｒｔ用于记录所有逻辑地址移动的次数，即地址重
映射轮的轮数，而寄存器Ｇａｐ则用于记录有多少逻
辑地址进行了重映射．每执行一轮地址重映射，所有
逻辑地址映射到的物理地址改变一次．此外，存储阵
列中包含一个特别的存储线ＧａｐＬｉｎｅ，该存储线仅
供用于简化不同存储线之间的数据交换，并不用于
存储有效数据．当该存储阵列上执行的写操作次数
达到某一指定的阈值后，就将存储线ＧａｐＬｉｎｅ前面
一个相邻位置的存储线上存储的的数据复制到存储
线ＧａｐＬｉｎｅ上，以此类推，循环重复执行此操作，从
而实现ＰＣＲＡＭ损耗均衡．考虑到有可能会面临恶
意的写操作攻击，为了提高整个存储系统的安全性，
该方案还提出增加地址离散化操作随机可逆二元
矩阵（ＲａｎｄｏｍＩｎｖｅｒｔｉｂｌｅＢｉｎａｒｙＭａｔｒｉｘ），通过随机
产生的可逆位方阵（阶数为逻辑地址的位数）与存
储系统的逻辑地址进行位运算，尽可能地让逻辑地

址分散地映射到各个阵列中，这样还可以进一步提
升ＰＣＲＡＭ的损耗均衡效果．基于代数映射算法
ＳｔａｒｔＧａｐ的ＰＣＲＡＭ损耗均衡方案如图１１所示．

图１１　基于ＳｔａｒｔＧａｐ的损耗均衡［１１２］

文献［１１３］关注现有ＰＣＲＡＭ损耗均衡策略所
面临的安全威胁问题，介绍了一种现有ＰＣＲＡＭ损
耗均衡策略都无法有效抵御的新型攻击方式———重
映射定时攻击（ＲｅｍａｐｐｉｎｇＴｉｍｉｎｇＡｔｔａｃｋ，ＲＴＡ）．
ＲＴＡ能够利用ＰＣＲＡＭ写操作时间不对称这一
现象，通过恶意的攻击，可以使部分ＰＣＲＡＭ存储
单元在较短时间内达到写耐久性极限而失效，从
而导致整个ＰＣＲＡＭ存储系统不可用．针对ＲＴＡ
给ＰＣＲＡＭ带来的安全威胁，提出一种新颖的安全
级别可调的损耗均衡策略（ＳｅｃｕｒｉｔｙＲｅｇｉｏｎＢａｓｅｄ
ＳｔａｒｔＧａｐ，ＳｅｃｕｒｉｔｙＲＢＳＧ）．ＳｅｃｕｒｉｔｙＲＢＳＧ采用两
级动态映射来实现安全感知损耗均衡．先是执行第
一级安全级别可调整的动态映射，采用动态Ｆｅｉｓｔｅｌ
网络将来自ＤＲＡＭ缓存数据的逻辑地址转换为中
间地址．Ｆｅｉｓｔｅｌ网络是密码学领域中广泛应用一对
一映射方法．进而为了防御ＲＴＡ和提高损耗均衡
效率，利用静态Ｆｅｉｓｔｅｌ网络来实现地址空间随机
化，中间地址空间接下来被划分为若干个大小相等
的子区域，然后在每个子区域内对中间地址执行
ＳａｒｔＧａｐ映射策略，分别将中间地址转换为物理地
址．ＳｅｃｕｒｉｔｙＲＢＳＧ提出的安全感知损耗均衡方案
在内存控制器中实现，并将ｂａｎｋ进行分开管理，能
够有效避免ｂａｎｋ并行攻击．ＳｅｃｕｒｉｔｙＲＢＳＧ采用安
全级别可调动态映射，避免有用的信息通过定时攻
击泄漏，通过动态地改变Ｆｅｉｓｔｅｌ网络映射函数，调
整安全级别来增强ＲＢＳＧ，不仅能够有效抵御
ＲＴＡ，能够在安全保证与开销之间取得平衡，还具
备在面临ＲＡＡ、ＢＰＡ、ＲＴＡ时比现有其他损耗均衡
策略更具鲁棒性．一轮完整的动态Ｆｅｉｓｔｅｌ网络重映
射如图１２所示．
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图１２　一轮完整的动态Ｆｅｉｓｔｅｌ网络重映射示例［１１３］

文献［１１４］针对文献［１１２］中损耗均衡策略初始
的随机映射相对固定，攻击者进入操作系统后可以
轻易地获取逻辑地址和物理地址之间的映射关系，
然后对部分存储单元进行密集的恶意写操作，致使
ＰＣＲＡＭ快速失效，提出了一种基于多向ＳｔａｒｔＧａｐ
策略（ＭｕｌｔｉｄｉｒｅｃｔｉｏｎＳｔａｒｔＧａｐ，ＭＳＧ）的损耗均衡
方案．该方案对ＳｔａｒｔＧａｐ策略进行了改进，其一是
通过将辑地址空间到物理地址空间映射方式由静态
映射改为动态映射，有效提高了安全性；其二基于
ＭＳＧ策略将逻辑分区地址到物理分区地址的映射
调整为逻辑分区地址到物理全局地址空间的映射，
不仅进一步提升了安全性，更重要的是还增强了损
耗均衡效果，提升了ＰＣＲＡＭ的使用寿命．

文献［１０１］提出了三个策略来提升ＰＣＲＡＭ的
使用寿命，其中，ＬＷＯ策略的操作粒度是存储页，而
存储线级写回策略（ＬｉｎｅｌｅｖｅｌＷｒｉｔｅＢａｃｋ，ＬＷＢ）和
细粒度的损耗均衡策略（ＦｉｎｅｇｒａｉｎｅｄＷｅａｒＬｅｖｅｌｉｎｇ，
ＦＷＬ）的操作粒度都是存储线．该方案中的ＬＷＢ策
略针对ＰＣＲＡＭ作为主存时，如果仍然是沿用ＤＲＡＭ
的传统方法以存储页为操作粒度（在一般情况下，一
个存储页中的数据只有很少一部分需要修改），将很
可能导致ＰＣＲＡＭ快速失效，提出在ＤＲＡＭ中为
每一个ＣａｃｈｅＬｉｎｅ设置一个标记位犇表示Ｄｉｒｔｙ
Ｂｉｔ（ｓ），来标记存储页中存储线的更新状态，从而可
以仅将修改过的行写回到ＰＣＲＡＭ中，达到细化写
操作粒度，减少执行写操作的目的．该方案中的
ＦＷＬ策略以存储线为操作粒度，为避免同一个存储
页内各个存储线的写入操作量不平衡，通过每个存
储页内的存储线的循环移位存储，实现逻辑区域到
物理区域之间的细粒度映射，均衡存储页中各个存
储线的写操作数量，达到损耗均衡的目的．Ｌａｚｙ
Ｗｒｉｔｅ策略组织结构如图１３所示．

图１３　ＬａｚｙＷｒｉｔｅ策略组织结构图［１０１］

文献［１１５］针对当前一些粗粒度的损耗均衡策
略无法很好的提升ＰＣＲＡＭ的写耐久性，提出了一
种近乎零成本的数据位级的损耗均衡策略———存储
线内部数据位翻转（ＩｎｔｒａｌｉｎｅＦｌｉｐｐｉｎｇ，ＩＬＦ）．该策
略利用运行时信息识别出“年迈”和“年轻”存储线，
并在存储线内部进行周期性翻转，即通过将第ｉ位
比特值和第ｎｉ位比特值进行交换来实现热数据位
与冷数据位之间的互换，以达到更细粒度的
ＰＣＲＡＭ损耗均衡．由于该策略中的映射是一个规
则性的方式翻转，不需要增加额外的计数器或地址
映射表，因而具有较高的效率，并且可以与其他粗粒
度的损耗均衡策略相兼容．

文献［１１６］关注到不同ＰＣＲＡＭ存储单元制造
过程和编程模式差异，写耐久性也不完全相同，传统
的损耗均衡方法只是将写操作均匀地分布到各个存
储单元，写耐久性较差的存储单元会提前到达自身
的写耐久性极限，引起整个ＰＣＲＡＭ失效，提出了
一种基于加权的代数损耗均衡策略（Ｗｅｉｇｈｔｂａｓｅｄ
ＡｌｇｅｂｒａｉｃＷｅａｒＬｅｖｅｌｉｎｇ，ＷＡＷＬ）．该策略先是将
整个ＰＣＲＡＭ存储空间划分为若干个存储线，当某
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个存储线中的写操作次数达到一定阈值时，将其与
另外一个随机存储线进行交换．某个存储线交换的
时间间隔和每个存储线被选中的概率都根据该存储
线的写耐久性来确定，并且存储线之间的交换都是
在硬件层面实现的，这样不仅用较小的开销提升了
ＰＣＲＡＭ的寿命，还具备一定的安全性，能有效地抵
御ＢＰＡ、ＡＩＡ等恶意的写操作攻击．
３２　软件辅助的损耗均衡技术

硬件辅助的损耗均衡技术可以在不改变总的写
操作次数的情况下提升了ＰＣＲＡＭ的使用寿命，但
是这些方法却在一定程度上增加了硬件的复杂性，
增加了不可忽视的额外开销．而且，由于缺乏应用程
序的访问特征，在效果上也有所不足．因此，一些研
究者提出从软件辅助的角度来提升ＰＣＲＡＭ的使
用寿命．
３．２．１　操作系统层面

文献［１１７］基于ＰＣＲＡＭ和ＤＲＡＭ的混合主
存架构，提出一种基于操作系统层面的损耗均衡方
案．该方案提出区分“年迈”的存储页队列和“年轻”
的存储页队列，在发生页面请求时，优先从“年轻”的
队列选择存储页来满足请求．该方案提出的Ｂｏｏｋ
Ｋｅｅｐｉｎｇ技术用于存储ＰＣＲＡＭ在存储页级别的写
操作频率，还设计了主存分配器和页交换器两个管
理子构件，ＰＣＲＡＭ和ＤＲＡＭ分别拥有各自的分配
器．由于当前新分配的物理页可能是写频繁的页，所
以当分配新的物理页时，首先会从ＤＲＡＭ部分分
配以减少迁移代价．同时在软件辅助的损耗均衡策
略方面，系统主存控制器为ＰＣＲＡＭ配置了一个用
于记录写操作次数的ｍａｐ表，详细记录由Ｂｏｏｋ
Ｋｅｅｐｉｎｇ技术提供的ＰＣＲＡＭ写操作基本信息，当
某个存储页上执行的写操作数量达到ＰＣＲＡＭ的
主存分配器中设定阈值时，则发起中断，存储页交换
器就会将当前的这个物理页交换至ＤＲＡＭ区域．

文献［１１８］针对ＰＣＲＡＭ主存架构提出了一种
完全基于操作系统层面的损耗均衡方案．该方案进
一步考虑了逻辑页面的访问特征，在不需要额外硬
件支持的前提下，通过周期性存储页交换策略
（ＰｅｒｉｏｄｉｃａｌＰａｇｅＳｗａｐｐｉｎｇ，ＰＰＳ）、基于重排不等式
的存储页分配策略（ＲｅａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔＩｎｅｑｕａｌｉｔｙＢａｓｅｄ
ＰａｇｅＡｌｌｏｃａｔｉｏｎ，ＲＩＰＡ）、基于写强度的进程调度策
略（ＷｒｉｔｅＩｎｔｅｎｓｉｔｙＢａｓｅｄＰｒｏｃｅｓｓＳｃｈｅｄｕｌｉｎｇ，ＷＩＰＳ）
三者协同，优先将写操作分配到“年轻”存储页，给予
“年迈”存储页更多空闲时间，逐渐使各物理存储页

承受的写入次数差异变小，实现了操作系统层面的
损耗均衡．ＰＰＳ策略通过周期性的存储页交换，释放
“年轻”物理存储页，用于准备写操作分配．ＲＩＰＡ策
略将写操作密集的逻辑地址合理地分配到ＰＰＳ提
供的“年轻”物理存储页．ＷＩＰＳ策略则考虑整个过
程中逻辑页面的写操作密度和物理存储页的写操作
次数，在获得更好损耗均衡效果与确保合理性之间
取得较好的平衡．ＰＰＳ、ＷＩＰＳ和ＲＩＰＡ之间的内在
联系如图１４所示．

图１４　ＰＰＳ、ＷＩＰＳ和ＲＩＰＡ之间的内在联系［１１８］

文献［１１９］在减少ＰＣＲＡＭ写操作数据量的同
时也考虑到了损耗均衡．由于ＰＣＲＡＭ的读操作具
有非破坏性、写操作具有较长延时的特性，一些研究
人员为了减少数据位翻转而采用ＲＢＷ机制来屏蔽
写操作过程中未改变的数据位．但是，数据位翻转中
存在着不均匀性，一些存储块中的特定区域（即热区
域）却因此而承担了大部分的数据位翻转，会导致
ＰＣＲＡＭ快速失效．为了减少热区域上的数据位翻
转压力，提出了一个称之为Ｃａｐｔｏｐｒｉｌ的能效改善架
构，通过观察一个应用程序中的写操作行为来确定
存储块中的热区域．确定这些热区域后，内存控制器
合理性地决定是将数据正常写入还是翻转后写入到
热区域．同时还扩展了ＲＢＷ，进一步减少每次写操
作中的数据位的翻转数量．Ｃａｐｔｏｐｒｉｌ机制如图１５
所示．

文献［１２０］进一步考虑了逻辑存储页的访问特
征，提出一个融合软硬件的ＰＣＲＡＭ损耗均衡框
架，通过一个简单的硬件辅助，将虚拟内在空间分割
为若干个区域，然后合并同一区域的写操作，让操作
系统能够较为准确地预测进程中不同内在区域的写
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图１５　Ｃａｐｔｏｐｒｉｌ机制示例［１１９］

操作行为特征，然后尽量将写操作比较频繁的逻辑
页面分配到“年轻”的物理存储页来实现损耗均衡．
该策略通过在进行物理存储页分配时实现页面之间
的损耗均衡，不需要引入额外的写操作，从而降低了
开销．融合软硬件的ＰＣＲＡＭ损耗均衡框架如图１６
所示．

图１６　一个融合软硬件的损耗均衡框架［１２０］

文献［１２１］针对不断地重映射热区域来可以在
克服ＰＣＲＡＭ写耐久性不足，但是周期性地冷热区
域交换不可避免地会引起大量不必要的额外写操作
和功耗，提出了一种基于物理存储页损耗程度感知
的ＰＣＲＡＭ损耗均衡策略．存储不同内容的段所承
受读写操作的特性各异，文本段通常以读操作为主，
而数据和堆栈段通常以写操作为主．根据这一特性，
该策略在分配存储页时，在操作系统层面将“年迈”
存储页分配给文本段，而“年轻”存储页分别分配给
数据和堆栈段．在释放存储页时，根据存储页的承受
写操作的强度信息，优先释放“年迈”存储页．分配存
储页和释放存储页两种策略与现有的虚拟内在管理
方法相兼容，因此软件和硬件改动相对较小．基于物
理存储页损耗程度感知的ＰＣＲＡＭ损耗均衡策略
如图１７所示．

图１７　损耗程度感知的ＰＣＲＡＭ损耗均衡［１２１］

３．２．２　编译层面
文献［１２２］针对形变ＰＣＲＡＭ提出了一种基于

编译的简单有效的损耗均衡方案来提升形变
ＰＣＲＡＭ的使用寿命．该方案充分考虑到程序的具
体特征，以及ＳＬＣ存储单元和ＭＬＣ存储单元之间
的写耐久性差异，提出根据每个区域程序的不同工
作流来动态确定形变ＰＣＲＡＭ中ＳＬＣ／ＭＬＣ空间
的大小，在软件编译层面实现ＳＬＣ／ＭＬＣ存储单元
之间的数据分配，将读写频繁的变量分配到ＳＬＣ存
储单元，将读写相对不太频繁的变量分配到ＭＬＣ
存储单元．针对一个具体的程序，先是在每个区域程
序运行之前建立一个整数线性规划（ＩｎｔｅｇｅｒＬｉｎｅａｒ
Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ，ＩＬＰ）用于配置最优ＳＬＣ／ＭＬＣ分区．
然后，ＩＬＰ为每个变量分配一个最佳的地址空间以
实现形变ＰＣＲＡＭ中的写操作均衡分布．基于形变
ＰＣＲＡＭ的嵌入式系统架构如图１８所示．

文献［１２３］针对大部分软件辅助的ＰＣＲＡＭ损
耗均衡研究重点聚焦于减少写操作总量，但是没有
考虑彻底将写操作均匀分布到ＰＣＲＡＭ，提出了一
种基于编译的完全不增加硬件开销的ＰＣＲＡＭ损
耗均衡方案．该方案考虑到给定程序的数据分配和
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图１８　基于形变ＰＣＲＡＭ的嵌入式系统架构［１２２］

损耗均衡，先提出一个ＩＬＰ来获得ＰＣＲＡＭ损耗均
衡的最小开销，确保数据分配是每个区域的最优选
择．然后从这个ＩＬＰ获取全局最优的存取开销，针对
大型程序提出基于软件的损耗均衡策略（Ｓｏｆｔｗａｒｅ
ＷｅａｒＬｅｖｅｌｉｎｇ，ＳＷＬ）以达到最佳结果．基于编译的
完全不增加硬件开销的ＰＣＲＡＭ损耗均衡方案如
图１９所示．

图１９　数据分配和损耗均衡示例［１２３］

此外，文献［１２４］提出了基于编译技术的损耗方
案．该方案在每个代码区域（比如循环、函数）的入口
处，根据数据的访问特征为数据重新分配地址以实
现更细粒度的损耗均衡．文献［１２５］针对大部分
ＰＣＲＡＭ损耗均衡研究仅聚焦于交换地址空间，没
有充分考虑程序中变量的存取模式，提出了一种基
于编译的损耗均衡方案．其基本思路是将数据结构
中频繁写的变量或对象转换成数据，这样，某一个的
主存区域大量的写操作相被分解为多个写操作，然
后均匀分布到多个主存区域．文献［１２６］提出了一种
基于编译的损耗均衡方案．根据代价收益模型评估
对比一个数据重新计算的代价和先写回ＰＣＲＡＭ
再读取的代价，如果前者小于后者，就节省写回操
作，然后在下次访问该值之前根据寄存器中的操作
数重新计算出该值．

４　总结和展望
４１　总　结

硬件辅助的ＰＣＲＡＭ损耗均衡技术的优势在

于，能够通过硬件计数器可以精确地监视主存区域
的损耗程度，从而可以及时地对损耗较为严重的
ＰＣＲＡＭ存储单元进行调整，以避免其因进一步损
耗而过早地损坏．

硬件辅助的ＰＣＲＡＭ损耗均衡技术的局限在
于，其一，由于缺乏应用信息，现有的硬件辅助的损
耗均衡技术不能很好地识别数据对象的冷热程度，
从而影响了损耗均衡技术的效果．现有的硬件辅助
损耗均衡方法主要根据程序运行的历史情况来预测
数据对象的冷热程度．其预测准确性因应用程序的
特征而异．如果应用程序的某些数据对象在运行前
期是热数据，在后期变成冷数据，就会发生严重的
预测失误，这种情况反而会误导硬件的行为，并由此
产生高昂的代价．其二，现有的硬件方法采用冷热
数据之间的交换来改善损耗均衡的目的，主要通过
两种途径．第一种途径是以一种固定的方式周期性
地交换数据．第二种途径是通过硬件计数器统计
ＰＣＲＡＭ各主存区域的访问频率，根据访问频率来
区分冷热区域，当检测到访问不均衡问题比较突出
时，再进行数据交换．前者基于数据访问在主存随机
分布的假设，没有考虑当前的主存损耗情况，当数据
访问在主存不满足随机分布时效果不明显，甚至有
可能加剧损耗不均衡．后者虽然考虑了当前的主存
损耗情况，但是为了统计各主存区域的访问频率，导
致了额外的硬件和能耗方面的开销．统计的粒度越
精细，损耗均衡效果越好，但是开销也越大．其三，这
些损耗均衡技术所依赖的数据交换本身会产生不可
忽视的额外写操作，因而不可避免地导致额外的性
能和能耗方面的开销．

软件辅助的ＰＣＲＡＭ损耗均衡技术的优势在
于，不需要对硬件进行修改或者是增加额外的硬件，
可以对应用程序的代码结构以及数据访问特征进行
细致地分析，可以较为精准地识别冷热数据．

软件辅助的ＰＣＲＡＭ损耗均衡技术的局限在
于，其一，当前的一些研究成果［１１７１２１］只考虑了页面
之间的损耗均衡，没有考虑页面内更细粒度的损耗
均衡．如果页面内部存在冷热不均的情况，那么一个
统计结果呈现为冷的页面也可能因局部过热而过度
损耗．此外，这些方案对于逻辑页面的访问特征的识
别也存在局限性．一些研究成果［１１７１１８］依赖于程序
运行的历史情况来预测逻辑页面的访问特征，预测
的准确性因应用程序的特征而异，如果发生严重的
预测失误，反而会误导硬件的行为，并由此产生高昂
的代价．一些研究成果［１１９，１２１］只是定性地区分代码
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段、栈、堆等区域对应的逻辑页面的访问特征，总的
来说比较粗略．其二，当前的基于编译的ＰＣＲＡＭ
损耗均衡技术［１２２１２６］能够处理更细粒度的损耗均
衡．但是该技术是在编译时实现的，难以在运行时根
据具体情况进行实时动态调整，而且该技术假设数
据对象的详细访问特征是已知的，限制了该方法的
通用性．此外，该技术只能处理静态分配的数据对
象，而不能处理动态分配的数据对象，而且不能保证
各ＰＣＲＡＭ存储单元上的损耗是完全均衡的．

在ＰＣＲＡＭ即将走向大规模商业化应用的
今天，安全问题日益突出．当前的一些研究成
果［１０４１０６，１０９，１１２１１４，１１６］在关注通过损耗均衡提升
ＰＣＲＡＭ寿命时，还考虑到了恶意的写操作攻击，提
出了一些针对性的应对措施，在一定程度上增强了
ＰＣＲＡＭ的安全性．此外，部分研究人员提出损耗均
衡方案中考虑到了ＰＣＲＡＭ器件存在的工艺偏差
和写耐久性差异问题［９９，１０２１０３，１１６］．ＰＣＲＡＭ中的各存
储单元上的写操作所需的电流是不一样的．为了确
保写操作的成功，通常的设计方法采用所需的最大
电流作为统一的编程电流．这样，导致了大量
ＰＣＲＡＭ单元被过度编程，从而大大降低使用寿命．
有研究人员［９９］提出为ＰＣＲＡＭ的不同存储区域提
供不同的编程电流，从而缓解过度编程的问题．因制
造过程和编程模式差异，每个ＰＣＲＡＭ存储单元的
写耐久性也存在差异，有研究人员［１０２１０３，１１６］提出避
免少数写耐久性较弱的存储单元提前损耗引起
ＰＣＲＡＭ失效，不是简单地将写操作平均地分配到
各个存储区域，而是根据存储单元的写耐久性差异
来差别化、有针对性地分配写操作，充分利用各个存
储单元的写耐久性．
４２　展　望

研究人员在ＰＣＲＡＭ损耗均衡研究领域分别
从硬件、操作系统和编译等三个不同层次，以及各自
不同的关注角度开展了大量卓有成效的研究工作，
并取得了一些激动人心的研究进展．但是，这些不同
层次、不同粒度的ＰＣＲＡＭ损耗均衡方案具有不同
的针对性、开销、效率和安全性，具体需要在哪个层
次上实现或者在哪些粒度上实现损耗均衡，需要考
虑ＰＣＲＡＭ的实际应用规模、应用场景和特定的需
求，需要在ＰＣＲＡＭ使用寿命和存取效率之间找到
适当的平衡点．此外，当前的大部分研究工作都是在
某一个层次独立进行的，较少考虑同时从多个角度
出发，融合三个层次的技术来更好地解决ＰＣＲＡＭ

损耗均衡问题．实际上，硬件、操作系统和编译这三
个层次的ＰＣＲＡＭ损耗均衡技术之间具有较强的
互补性．其一，硬件层次的损耗均衡技术可以通过精
确地监控ＰＣＲＡＭ的损耗程度，然后根据监控结果
及时地对损耗相对严重的ＰＣＲＡＭ存储单元进行
调整，在避免ＰＣＲＡＭ因局部区域因过早达到写耐
久性上限而失效的同时，也有利于进一步改善操作
系统层次和编译次的损耗均衡效果．其二，操作系统
层次的损耗均衡技术可以在一定程度上将写操作均
匀地分布到各个ＰＣＲＡＭ存储单元上，或者是降低
ＰＣＲＡＭ的平均写操作次数，也有利于进一步改善
硬件层次和编译次的损耗均衡效果．其三，编译层次
的损耗均衡技术可以为硬件层次的损耗技术提供更
有效的数据访问特征信息，从而改善硬损耗均衡效
果．编译层次的损耗均衡技术在一定程度上改善了
损耗均衡效果后，应用硬件层次的损耗均衡技术时，
所需要的调整操作也会相应减少，面对调整粒度的
要求也可以放松，从而可以降低硬件、性能和能耗方
面的开销，可以进一步改善应用硬件层次和操作系
统层次损耗均衡技术的效果．

因此，未来的ＰＣＲＡＭ损耗均衡研究工作，既
要避免硬件辅助的损耗均衡技术的在硬件、性能和
能耗等方面的开销问题，同时还要改善现有软件辅
助的损耗均衡技术的局限性．可以在不明显增加器
件复杂度和影响器件性能，充分考虑安全性和各存
储单元的写耐久性差异，通过融合硬件、操作系统和
编译三个层次的ＰＣＲＡＭ损耗均衡技术，从多个角
度协同工作，实现全部程序数据的、细粒度的存取均
衡，以更好地解决ＰＣＲＡＭ损耗均衡这一难题．
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５５９

［１７］ＬｉｕＺ，ＹａｓｓｅｒｉＡＡ，ＬｉｎｄｓｅｙＪＳ，ｅｔａｌ．Ｍｏｌｅｃｕｌａｒｍｅｍｏｒｉｅｓ
ｔｈａｔｓｕｒｖｉｖｅｓｉｌｉｃｏｎｄｅｖｉｃｅｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇａｎｄｒｅａｌｗｏｒｌｄｏｐｅｒａｔｉｏｎ．
Ｓｃｉｅｎｃｅ，２００３，３０２（５６５０）：１５４３１５４５

［１８］ＹｏｏＭＪ．Ｓｃａｎｎｉｎｇｓｉｎｇｌｅｅｌｅｃｔｒｏｎｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ：
Ｉｍａｇｉｎｇｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｃｈａｒｇｅｓ．Ｓｃｉｅｎｃｅ，１９９７，２７６：５７９５８２

［１９］ＡｒｉｍｏｔｏＹ，ＩｓｈｉｗａｒａＨ．Ｃｕｒｒｅｎｔｓｔａｔｕｓｏｆｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ
ｒａｎｄｏｍａｃｃｅｓｓｍｅｍｏｒｙ．ＭＲＳＢｕｌｌｅｔｉｎ，２００４，２９（１１）：８２３
８２８

［２０］ＳｃｏｔｔＪＦ，ｄｅＡｒａｕｊｏＣＡＰ．Ｅｒｒａｔｕｍ：Ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃｍｅｍｏｒｉｅｓ．
Ｓｃｉｅｎｃｅ，１９８９，２４６（４９３７）：１５４９１５４９

［２１］ＨａＳＤ，ＲａｍａｎａｔｈａｎＳ．Ａｄａｐｔｉｖｅｏｘｉｄｅｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ：Ａ
ｒｅｖｉｅｗ．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＡｐｐｌｉｅｄＰｈｙｓｉｃｓ，２０１１，１１０（７）：７１１０１

［２２］ＫｏｔａｎｉＫ，ＫｏｓｈｉｍｏｔｏＹ，ＩｔｏＴ．Ｓｔａｂｌｅｒｅａｄｏｕｔｃｉｒｃｕｉｔｆｏｒ
ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃｒａｎｄｏｍａｃｃｅｓｓｍｅｍｏｒｙｕｓｉｎｇｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ
ｍｅｔａｌｏｘｉｄｅｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｉｎｖｅｒｔｅｒｂａｓｅｄｃａｐａｃｉｔｉｖｅｆｅｅｄｂａｃｋ
ｃｈａｒｇｅｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎｓｃｈｅｍｅ．ＪａｐａｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＡｐｐｌｉｅｄＰｈｙｓｉｃｓ，
２０１０，４９：ＤＥ４１０

［２３］ＱａｚｉＭ，ＣｌｉｎｔｏｎＭ，ＢａｒｔｌｉｎｇＳ．Ａｌｏｗｖｏｌｔａｇｅ１ＭｂＦＲＡＭ
ｉｎ０．１３μｍＣＭＯＳｆｅａｔｕｒｉｎｇｔｉｍｅｔｏｄｉｇｉｔａｌｓｅｎｓｉｎｇｆｏｒ
ｅｘｐａｎｄｅｄｏｐｅｒａｔｉｎｇｍａｒｇｉｎ．ＩＥＥＥＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｏｌｉｄＳｔａｔｅ
Ｃｉｒｃｕｉｔｓ，２０１２，４７（４７）：１４１１５０

［２４］ＮａｋａｍｏｔｏＨ，ＹａｍａｚａｋｉＤ，ＹａｍａｍｏｔｏＴ，ｅｔａｌ．Ａｐａｓｓｉｖｅ
ＵＨＦＲＦｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＣＭＯＳｔａｇＩＣｕｓｉｎｇｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃＲＡＭ
ｉｎ０．３５μｍｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．ＩＥＥＥＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｏｌｉｄＳｔａｔｅＣｉｒｃｕｉｔｓ，
２００７，４２（１）：１０１１１０

［２５］ＮｇＴＮ，ＲｕｓｓｏＢ，ＡｒｉａｓＡＣ．Ｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎｍｅｃｈａｎｉｓｍｓｏｆ
ｏｒｇａｎｉｃｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃｆｉｅｌｄｅｆｆｅｃｔｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｓｕｓｅｄａｓｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｅ
ｍｅｍｏｒｙ．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＡｐｐｌｉｅｄＰｈｙｓｉｃｓ，２００９，１０６（９）：０９４５０４
０９４５０４５

［２６］ＢａｉｂｉｃｈＭＮ，ＢｒｏｔｏＪＭ，ＦｅｒｔＡ，ｅｔａｌ．Ｇｉａｎｔｍａｇｎｅｔｏｒｅ
ｓｉｓｔａｎｃｅｏｆ（００１）Ｆｅ／（００１）Ｃｒｍａｇｎｅｔｉｃｓｕｐｅｒｌａｔｔｉｃｅｓ．Ｐｈｙｓｉｃａｌ
ＲｅｖｉｅｗＬｅｔｔｅｒｓ，１９８８，６１（２１）：２４７２２４７５

［２７］ＭｉｙａｚａｋｉＴ，ＹａｏｉＴ，ＩｓｈｉｏＳ．Ｌａｒｇｅｍａｇｎｅｔｏｒｅｓｉｓｔａｎｃｅｅｆｆｅｃｔ
ｉｎ８２ＮｉＦｅ／ＡｌＡｌ２Ｏ３／Ｃｏｍａｇｎｅｔｉｃｔｕｎｎｅｌｉｎｇｊｕｎｃｔｉｏｎ．Ｊｏｕｒｎａｌ
ｏｆＭａｇｎｅｔｉｓｍａｎｄＭａｇｎｅｔｉｃＭａｔｅｒｉａｌｓ，１９９１，９８（１２）：
Ｌ７Ｌ９

［２８］ＴｅｈｒａｎｉＳ，ＳｌａｕｇｈｔｅｒＪＭ，ＣｈｅｎＥ，ｅｔａｌ．Ｒｅｃｅｎｔｄｅｖｅｌｏｐ
ｍｅｎｔｓｉｎｍａｇｎｅｔｉｃｔｕｎｎｅｌｊｕｎｃｔｉｏｎＭＲＡＭ．ＩＥＥＥＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ
ｏｎＭａｇｎｅｔｉｃｓ，２０００，３６（５）：２７５２２７５７

［２９］ＣｈｅｎＣｈａｏ．ＮｏｖｅｌＭａｔｅｒｉａｌｓａｎｄＴｈｅｉｒＳｗｉｔｃｈｉｎｇＭｅｃｈａｎｉｓｍｓ
ｏｆＲｅｓｉｓｔｉｖｅＲａｎｄｏｍＡｃｃｅｓｓＭｅｍｏｒｙ［Ｐｈ．Ｄ．ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎ］．
ＴｓｉｎｇｈｕａＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｂｅｉｊｉｎｇ，２０１３（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
（陈超．新型阻变存储器材料及其电阻转变机理研究［博士学
位论文］．清华大学，北京，２０１３）

［３０］ＨｕａｉＹｉｍｉｎｇ．ＳｐｉｎｔｒａｎｓｆｅｒｔｏｒｑｕｅＭＲＡＭ（ＳＴＴＭＲＡＭ）：
Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓａｎｄｐｒｏｓｐｅｃｔｓ．ＡＡＰＰＳＢｕｌｌｅｔｉｎ，２００８，１８（６）：
３３４０

［３１］ＫｉｓｈｉＴ，ＹｏｄａＨ，ＫａｉＴ，ｅｔａｌ．Ｌｏｗｅｒｃｕｒｒｅｎｔａｎｄｆａｓｔ
ｓｗｉｔｃｈｉｎｇｏｆａｐｅｒｐｅｎｄｉｃｕｌａｒＴＭＲｆｏｒｈｉｇｈｓｐｅｅｄａｎｄｈｉｇｈ
ｄｅｎｓｉｔｙｓｐｉｎｔｒａｎｓｆｅｒｔｏｒｑｕｅＭＲＡＭ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ
２００８ＩＥＥＥＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＥｌｅｃｔｒｏｎＤｅｖｉｃｅｓＭｅｅｔｉｎｇ．Ｓａｎ
Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ，ＵＳＡ，２００８：１４

［３２］ＰａｎＦｅｎｇ，ＣｈｅｎＣｈａｏ．ＲｅｓｉｓｔｉｖｅＲａｎｄｏｍＡｃｃｅｓｓＭｅｍｏｒｙ
ＭａｔｅｒｉａｌｓａｎｄＤｅｖｉｃｅｓ．Ｂｅｉｊｉｎｇ：ＳｃｉｅｎｃｅＰｒｅｓｓ，２０１４（ｉｎ
Ｃｈｉｎｅｓｅ）
（潘峰，陈超．阻变存储器材料与器件．北京：科学出版社，
２０１４）

２１３２ 计　　算　　机　　学　　报 ２０１８年

《
 计

 算
 机

 学
 报

 》



［３３］ＬｅｅＭＪ，ＨａｎＳ，ＪｅｏｎＳＨ，ｅｔａｌ．Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｍａｎｉｐｕｌａｔｉｏｎｏｆ
ｎａｎｏｆｉｌａｍｅｎｔｓｉｎｔｒａｎｓｉｔｉｏｎｍｅｔａｌｏｘｉｄｅｓｆｏｒｒｅｓｉｓｔａｎｃｅｂａｓｅｄ
ｍｅｍｏｒｙ．ＮａｎｏＬｅｔｔｅｒｓ，２００９，９（４）：１４７６１４８１

［３４］ＺｈａｏＪｉａｎＷｅｉ，ＳｕｎＪｉａｎ，ＨｕａｎｇＨａｉＱｉｎ，ｅｔａｌ．Ｅｆｆｅｃｔｓｏｆ
ＺｎＯｂｕｆｆｅｒｌａｙｅｒｏｎＧＺＯＲＲＡＭｄｅｖｉｃｅｓ．ＡｐｐｌｉｅｄＳｕｒｆａｃｅ
Ｓｃｉｅｎｃｅ，２０１２，２５８：４５８８４５９１

［３５］ＳｉｍｍｏｎｓＪＧ，ＶｅｒｄｅｒｂｅｒＲＲ．Ｎｅｗｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎａｎｄｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ
ｍｅｍｏｒｙｐｈｅｎｏｍｅｎａｉｎｔｈｉｎｉｎｓｕｌａｔｉｎｇｆｉｌｍｓ．Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆ
ｔｈｅＲｏｙａｌＳｏｃｉｅｔｙＡ，１９６７，３０１（１４６４）：７７１０２

［３６］ＺｈｕａｎｇＷＷ，ＰａｎＷ，ＵｌｒｉｃｈＢＤ，ｅｔａｌ．Ｎｏｖｅｌｃｏｌｏｓｓａｌ
ｍａｇｎｅｔｏｒｅｓｉｓｔｉｖｅｔｈｉｎｆｉｌｍｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｅｒｅｓｉｓｔａｎｃｅｒａｎｄｏｍａｃｃｅｓｓ
ｍｅｍｏｒｙ（ＲＲＡＭ）／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ２００２Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
ＥｌｅｃｔｒｏｎＤｅｖｉｃｅｓＭｅｅｔｉｎｇ．ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏ，ＵＳＡ，２００２：１９３１９６

［３７］ＬｉｕＣＹ，ＷｕＰＨ，ＷａｎｇＡ，ｅｔａｌ．Ｂｉｓｔａｂｌｅｒｅｓｉｓｔｉｖｅｓｗｉｔｃｈｉｎｇ
ｏｆａｓｐｕｔｔｅｒｄｅｐｏｓｉｔｅｄＣｒｄｏｐｅｄＳｒＺｒＯ３ｍｅｍｏｒｙｆｉｌｍ．ＩＥＥＥ
ＥｌｅｃｔｒｏｎＤｅｖｉｃｅＬｅｔｔｅｒｓ，２００５，２６：３５１３５３

［３８］ＦｕｊｉｉＴ，ＫａｗａｓａｋｉＭ，ＳａｗａＡ，ｅｔａｌ．Ｈｙｓｔｅｒｅｔｉｃｃｕｒｒｅｎｔ
ｖｏｌｔａｇｅｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓａｎｄｒｅｓｉｓｔａｎｃｅｓｗｉｔｃｈｉｎｇａｔａｎｅｐｉｔａｘｉａｌ
ｏｘｉｄｅＳｃｈｏｔｔｋｙｊｕｎｃｔｉｏｎＳｒＲｕＯ３／ＳｒＴｉ０．９９Ｎｂ０．０１Ｏ３．Ａｐｐｌｉｅｄ
ＰｈｙｓｉｃｓＬｅｔｔｅｒｓ，２００４，８６（１）：０１２１０７

［３９］ＬｉＹｉｎｇＴａｏ，ＬｏｎｇＳｈｉＢｉｎｇ，ＬｉｕＱｉ，ｅｔａｌ．Ａｎｏｖｅｒｖｉｅｗｏｆ
ｒｅｓｉｓｔｉｖｅｒａｎｄｏｍａｃｃｅｓｓｍｅｍｏｒｙｄｅｖｉｃｅｓ．ＣｈｉｎｅｓｅＳｃｉｅｎｃｅ
Ｂｕｌｌｅｔｉｎ，２０１１，５６（２８）：３０７２３０７８

［４０］ＬａｉＳ．Ｃｕｒｒｅｎｔｓｔａｔｕｓｏｆｔｈｅｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙａｎｄｉｔｓ
ｆｕｔｕｒｅ／／ＰｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＥｌｅｃｔｒｏｎＤｅｖｉｃｅｓ
ＭｅｅｔｉｎｇＴｅｃｈｎｉｃａｌＤｉｇｅｓｔ．Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，ＵＳＡ，２００３：１０．１．１
１０．１．４

［４１］ＭｅｒｇｅｔＦ，ＫｉｍＤＨ，ＢｏｌｉｖａｒＰＨ，ｅｔａｌ．Ｌａｔｅｒａｌｄｅｓｉｇｎｆｏｒ
ｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｒａｎｄｏｍａｃｃｅｓｓｍｅｍｏｒｙｃｅｌｌｓｗｉｔｈｌｏｗｃｕｒｒｅｎｔ
ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ．ＭｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，２００７，１３（２）：
１６９１７２

［４２］ＬｅｎｃｅｒＤ，ＳａｌｉｎｇａＭ，ＧｒａｂｏｗｓｋｉＢ，ｅｔａｌ．Ａｍａｐｆｏｒｐｈａｓｅ
ｃｈａｎｇｅｍａｔｅｒｉａｌｓ．ＮａｔｕｒｅＭａｔｅｒｉａｌｓ，２００８，７：９７２９７７

［４３］ＳｏｎｇＺｈｉＴａｎｇ．ＰｈａｓｅＣｈａｎｇｅＭｅｍｏｒｙａｎｄＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎＢａｓｉｓ．
Ｂｅｉｊｉｎｇ：ＳｃｉｅｎｃｅＰｒｅｓｓ，２０１３（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
（宋志棠．相变存储器与应用基础．北京：科学出版社，
２０１３）

［４４］ＺｈａｏＰｅｎｇ，ＺｈｕＬｏｎｇＹｕｎ．Ａｓｃｈｅｍｅｆｏｒｐｒｏｔｅｃｔｉｎｇｃｏｎｆｉ
ｄｅｎｔｉａｌｉｔｙｏｆｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｅｍａｉｎｍｅｍｏｒｙｂａｓｅｄｏｎｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅ
ｍｅｍｏｒｙ．ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｏｍｐｕｔｅｒｓ，２０１１，３４（１１）：
２１１４２１２０（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
（赵鹏，朱龙云．基于相变存储器的非易失内存数据机密性
保护．计算机学报，２０１１，３４（１１）：２１１４２１２０）

［４５］ＬｉＱｉｎｇＡｎ．ＣｏｍｐｉｌａｔｉｏｎｆｏｒＥｍｂｅｄｄｅｄＳｙｓｔｅｍｗｉｔｈ
ＮｏｎＶｏｌａｔｉｌｅＯｎＣｈｉｐＭｅｍｏｒｙ［Ｐｈ．Ｄ．ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎ］．Ｗｕｈａｎ
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｗｕｈａｎ，２０１３（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
（李清安．面向非易失性片上存储的编译技术研究［博士学位
论文］．武汉大学，武汉，２０１３）

［４６］ＣａｉＸｉａｏＪｕｎ．ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＥｎｅｒｇｙＥｆｆｉｃｉｅｎｔＨｙｂｒｉｄＭａｉｎ
ＭｅｍｏｒｙＢａｓｅｄｏｎＮｏｎＶｏｌａｔｉｌｅＭｅｍｏｒｙ［Ｐｈ．Ｄ．ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎ］．
ＳｈａｎｄｏｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｊｉｎａｎ，２０１６（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
（蔡晓军．基于非易失性存储的高能效混合主存关键技术研
究［博士学位论文］．山东大学，济南，２０１６）

［４７］ＥｉｌｅｒｔＳ，ＬｅｉｎｗａｎｄｅｒＭ，ＣｒｉｓｅｎｚａＧ．Ｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙ：
Ａｎｅｗｍｅｍｏｒｙｅｎａｂｌｅｓｎｅｗｍｅｍｏｒｙｕｓａｇｅｍｏｄｅｌｓ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ
ｏｆｔｈｅ２００９ＩＥＥＥＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＭｅｍｏｒｙＷｏｒｋｓｈｏｐ．Ｍｏｎｔｅｒｅｙ，
ＵＳＡ，２００９：１２

［４８］ＬｅｅＢＣ，ＩｐｅｋＥ，ＭｕｔｌｕＯ，ｅｔａｌ．Ｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙ
ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅａｎｄｔｈｅｑｕｅｓｔｆｏｒｓｃａｌａｂｉｌｉｔｙ．Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓｏｆ
ｔｈｅＡＣＭ，２０１０，５３（７）：９９１０６

［４９］ＸｕｅＣＪ，ＺｈａｎｇＹ，ＣｈｅｎＹ，ｅｔａｌ．Ｅｍｅｒｇｉｎｇｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｅ
ｍｅｍｏｒｉｅｓ：ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓａｎｄｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ
９ｔｈＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎＨａｒｄｗａｒｅ／ＳｏｆｔｗａｒｅＣｏｄｅｓｉｇｎ
ａｎｄＳｙｓｔｅｍＳｙｎｔｈｅｓｉｓ．Ｔａｉｐｅｉ，Ｃｈｉｎａ，２０１１：３２５３３４

［５０］ＬｅｅＢＣ，ＺｈｏｕＰ，ＹａｎｇＪ，ｅｔａｌ．Ｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
ａｎｄｔｈｅｆｕｔｕｒｅｏｆｍａｉｎｍｅｍｏｒｙ．ＩＥＥＥＭｉｃｒｏ，２０１０，３０（１）：
１４３１４３

［５１］ＹａｎｇＴａｅＹｏｕｌ，ＰａｒｋＩｌＭｏｋ，ＹｏｕＨａＹｏｕｎｇ，ｅｔａｌ．
Ｃｈａｎｇｅｏｆｄａｍａｇｅｍｅｃｈａｎｉｓｍｂｙｔｈｅｆｒｅｑｕｅｎｃｙｏｆａｐｐｌｉｅｄ
ｐｕｌｓｅｄＤＣｉｎｔｈｅＧｅ２Ｓｂ２Ｔｅ５ｌｉｎｅ．ＪｏｕｒｎａｌｏｆｔｈｅＥｌｅｃｔｒｏ
ｃｈｅｍｉｃａｌＳｏｃｉｅｔｙ，２００９，１５６（８）：Ｈ６１７Ｈ６２０

［５２］ＷａｔｅｒｍａｎＡＴ．Ｐｏｓｉｔｉｖｅｉｏｎｉｓａｔｉｏｎｏｆｃｅｒｔａｉｎｈｏｔｓａｌｔｓ，
ｔｏｇｅｔｈｅｒｗｉｔｈｓｏｍｅｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｓｏｎｔｈｅｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ
ｏｆｍｏｌｙｂｄｅｎｉｔｅａｔｈｉｇｈｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓ．ＰｈｉｌｏｓｏｐｈｉｃａｌＭａｇａｚｉｎｅ，
１９１７，１９７６，（１９５）：２２５２４７

［５３］ＷａｔｅｒｍａｎＡＴ．Ｔｈｅｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｃｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙｏｆｍｏｌｙｄｅｎｉｔｅ．
ＰｈｙｓｉｃａｌＲｅｖｉｅｗ，１９２３，２１：５４０５４９

［５４］ＬｉｕＪｉｅ．ＭｕｌｔｉｓｃａｌｅＳｉｍｕｌａｔｉｏｎｏｆＰｈａｓｅＣｈａｎｇｅＭｅｍｏｒｙ
［Ｐｈ．Ｄ．ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎ］．ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＷａｓｈｉｎｇｔｏｎ，Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，
ＵＳＡ，２０１３

［５５］ＰｅａｒｓｏｎＡＤ，ＮｏｒｔｈｏｖｅｒＷＲ，ＤｅｗａｌｄＪＦ．Ｃｈｅｍｉｃａｌｐｈｙｓｉｃａｌ
ａｎｄｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆｓｏｍｅｕｎｕｓｕａｌｉｎｏｒｇａｎｉｃｇｌａｓｓｅｓ．
ＡｄｖａｎｃｅｓｉｎＧｌａｓｓＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．ＮｅｗＹｏｒｋ，ＵＳＡ：Ｐｌｅｎｕｍ
Ｐｒｅｓｓ，１９６２：３５７３６５

［５６］ＯｖｓｈｉｎｓｋｙＳＲ．Ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｓｗｉｔｃｈｉｎｇｐｈｅｎｏｍｅｎａｉｎ
ｄｉｓｏｒｄｅｒｅｄｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ．ＰｈｙｓｉｃａｌＲｅｖｉｅｗＬｅｔｔｅｒｓ，１９６８，２１（２０）：
１４５０１４５３

［５７］ＮｅａｌｅＲＧ，ＮｅｌｓｏｎＤＬ，ＭｏｏｒｅＧＥ．Ｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｅａｎｄｒｅｐｒｏ
ｇｒａｍｍａｂｌｅ，ｔｈｅｒｅａｄｍｏｓｔｌｙｍｅｍｏｒｙｉｓｈｅｒｅ．Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ，
１９７０，３０：５６６０

［５８］ＷｕｔｔｉｇＭ，ＹａｍａｄａＮ．Ｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍａｔｅｒｉａｌｓｆｏｒｒｅｗｒｉｔｅａｂｌｅ
ｄａｔａｓｔｏｒａｇｅ．ＮａｔｕｒｅＭａｔｅｒｉａｌｓ，２００７，６（１１）：８２４８３２

［５９］ＫｏｊｉｍａＲ，ＯｋａｂａｙａｓｈｉＳ，ＫａｓｈｉｈａｒａＴ，ｅｔａｌ．Ｎｉｔｒｏｇｅｎ
ｄｏｐｉｎｇｅｆｆｅｃｔｏｎｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｏｐｔｉｃａｌｄｉｓｋｓ．ＪａｐａｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌ
ｏｆＡｐｐｌｉｅｄＰｈｙｓｉｃｓ，１９９８，３７（４）：２０９８２１０３

［６０］ＫｏｊｉｍａＲ，ＹａｍａｄａＮ．Ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎｏｆｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎｓｐｅｅｄ
ｂｙＳｎａｄｄｉｔｉｏｎｔｏＧｅＳｂＴｅｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｒｅｃｏｒｄｉｎｇｍａｔｅｒｉａｌ．
ＪａｐａｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＡｐｐｌｉｅｄＰｈｙｓｉｃｓ，２００１，４０（１０）：５９３０
５９３７

［６１］ＬｅｅＣＭ，ＣｈｉｎＴＳ．ＮｅｗｏｐｔｉｃａｌｍｅｄｉａｂａｓｅｄｏｎＧｅ４Ｓｂ１ｘＢｉｘ
Ｔｅ５．ＪａｐａｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＡｐｐｌｉｅｄＰｈｙｓｉｃｓ，２０００，３９（Ｓ１）：
５１３５１４

［６２］ＷａｎｇＫ，ＳｔｅｉｍｅｒＣ，ＷａｍｗａｎｇｉＤ，ｅｔａｌ．Ｅｆｆｅｃｔｏｆｉｎｄｉｕｍ
ｄｏｐｉｎｇｏｎＧｅ２Ｓｂ２Ｔｅ５，ｔｈｉｎｆｉｌｍｓｆｏｒｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｏｐｔｉｃａｌ
ｓｔｏｒａｇｅ．ＡｐｐｌｉｅｄＰｈｙｓｉｃｓＡ，２００５，８０（８）：１６１１１６１６

３１３２１０期 何炎祥等：ＰＣＲＡＭ损耗均衡研究综述

《
 计

 算
 机

 学
 报

 》



［６３］ＺｈｏｕＸ，ＷｕＬ，ＳｏｎｇＺ，ｅｔａｌ．ＣａｒｂｏｎｄｏｐｅｄＧｅ２Ｓｂ２Ｔｅ５
ｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍａｔｅｒｉａｌ：Ａｃａｎｄｉｄａｔｅｆｏｒｈｉｇｈｄｅｎｓｉｔｙｐｈａｓｅ
ｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ．ＡｐｐｌｉｅｄＰｈｙｓｉｃｓＬｅｔｔｅｒｓ，２０１２，
１０１（１４）：２０２

［６４］ＳｈａｏＺ，ＣｈａｎｇＮ，ＤｕｔｔＮ．ＰＴＬ：ＰＣＭｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎｌａｙｅｒ／／
ＰｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅＩＥＥＥＣｏｍｐｕｔｅｒＳｏｃｉｅｔｙＡｎｎｕａｌＳｙｍｐｏｓｉｕｍ
ｏｎＶＬＳＩ．Ａｍｈｅｒｓｔ，ＵＳＡ，２０１２：３８０３８５

［６５］ＪｅｏｎｇＣＷ，ＫａｎｇＤＨ，ＨａＤＷ，ｅｔａｌ．Ｗｒｉｔｉｎｇｃｕｒｒｅｎｔ
ｒｅｄｕｃｔｉｏｎａｎｄｔｏｔａｌｓｅｔｒｅｓｉｓｔａｎｃｅａｎａｌｙｓｉｓｉｎＰＲＡＭ．Ｓｏｌｉｄ
ＳｔａｔｅＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ，２００８，５２（４）：５９１５９５

［６６］ＬａｃａｉｔａＡＬ，ＩｅｌｍｉｎｉＤ，ＭａｎｔｅｇａｚｚａＤ．Ｓｔａｔｕｓａｎｄｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ
ｏｆｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙｍｏｄｅｌｉｎｇ．ＳｏｌｉｄＳｔａｔｅＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ，
２００８，５２（９）：１４４３１４５１

［６７］ＹｏｕｍＭ，ＫｉｍＹＴ，ＳｕｎｇＭＹ．Ｅｆｆｅｃｔｓｏｆｂｏｔｔｏｍｅｌｅｃｔｒｏｄｅ
ａｎｄｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｉｎｓｕｌａｔｏｒｏｎｔｈｅｒｍａｌｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｏｆｅｄｇｅ
ｃｏｎｔａｃｔｔｙｐｅＰＲＡＭｃｅｌｌ．ＭｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓＪｏｕｒｎａｌ，２００７，
３８（１０１１）：１０３４１０３７

［６８］ＬａｎｋｈｏｒｓｔＭＨ，ＫｅｔｅｌａａｒｓＢＷ，ＷｏｌｔｅｒｓＲＡ．Ｌｏｗｃｏｓｔａｎｄ
ｎａｎｏｓｃａｌｅｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｅｍｅｍｏｒｙｃｏｎｃｅｐｔｆｏｒｆｕｔｕｒｅｓｉｌｉｃｏｎ
ｃｈｉｐｓ．ＮａｔｕｒｅＭａｔｅｒｉａｌｓ，２００５，４（４）：３４７３５２

［６９］ＳｈａｏＺｉｌｉ，ＬｉｕＹｏｎｇｐａｎ，ＣｈｅｎＹｉｒａｎ，ｅｔａｌ．ＵｔｉｌｉｚｉｎｇＰＣＭ
ｆｏｒｅｎｅｒｇｙｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｉｎｅｍｂｅｄｄｅｄｓｙｓｔｅｍｓ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆ
ｔｈｅＩＥＥＥＣｏｍｐｕｔｅｒＳｏｃｉｅｔｙＡｎｎｕａｌＳｙｍｐｏｓｉｕｍｏｎＶｅｒｙ
ＬａｒｇｅＳｃａｌｅＩｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ．Ａｍｈｅｒｓｔ，ＵＳＡ，２０１２：３９８４０３

［７０］ＷａｎｇＲｕｊｉａ，ＪｉａｎｇＬｅｉ，ＺｈａｎｇＹｏｕｔａｏ，ｅｔａｌ．ＳＤＰＣＭ：
Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｎｇｒｅｌｉａｂｌｅｓｕｐｅｒｄｅｎｓｅｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙｕｎｄｅｒ
ｗｒｉｔｅｄｉｓｔｕｒｂａｎｃｅ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ２０ｔｈＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
ＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎＡｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒａｌＳｕｐｐｏｒｔｆｏｒＰｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ
ＬａｎｇｕａｇｅｓａｎｄＯｐｅｒａｔｉｎｇＳｙｓｔｅｍｓ．Ｉｓｔａｎｂｕｌ，Ｔｕｒｋｅｙ，２０１５：
１９３１

［７１］ＴｏｎｇＨａｏ．ＳｔｕｄｙｏｎＰｈａｓｅＣｈａｎｇｅＭａｔｅｒｉａｌｗｉｔｈＳｕｐｅｒｌａｔｔｉｃｅ
Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ［Ｐｈ．Ｄ．ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎ］．ＨｕａｚｈｏｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆ
ＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｗｕｈａｎ，２０１１（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
（童浩．超晶格相变材料研究［博士学位论文］．华中科技大
学，武汉，２０１１）

［７２］ＬｉＲｕｎ．ＩｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎｓｏｎｔｈｅＭｅｍｏｒｙＰｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆＢｉｎａｒｙ
ＴｅｌｌｕｒｉｄｅＰｈａｓｅＣｈａｎｇｅＭａｔｅｒｉａｌｓ［Ｐｈ．Ｄ．ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎ］．
ＮａｎｊｉｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｎａｎｊｉｎｇ，２０１３（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
（李润．二元碲化物相变材料存储特性的研究［博士学位论
文］．南京大学，南京，２０１３）

［７３］ＩｗａｓａｋｉＨ，ＩｄｅＹ，ＨａｒｉｇａｙａＭ，ｅｔａｌ．Ｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙｅｒａｓａｂｌｅ
ｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｏｐｔｉｃａｌｄｉｓｋ：Ｍｅｄｉａ．ＪａｐａｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＡｐｐｌｉｅｄ
Ｐｈｙｓｉｃｓ，１９９２，３１（２）：４６１４６５

［７４］ＬｉＹ，ＣｈｅｎＹ，ＪｏｎｅｓＡＫ．Ａｓｏｆｔｗａｒｅａｐｐｒｏａｃｈｆｏｒｃｏｍｂａｔｉｎｇ
ａｓｙｍｍｅｔｒｉｅｓｏｆｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｅｍｅｍｏｒｉｅｓ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ
２０１２ＡＣＭ／ＩＥＥＥＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｙｍｐｏｓｉｕｍｏｎＬｏｗＰｏｗｅｒ
ＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓａｎｄＤｅｓｉｇｎ．ＲｅｄｏｎｄｏＢｅａｃｈ，ＵＳＡ，２０１２：１９１１９６

［７５］ＨｕｏＲｕｒｕ，ＣａｉＤａｏｌｉｎ，ＣｈｅｎＢｏｍｙ，ｅｔａｌ．Ｅｎｄｕｒａｎｃｅ
ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙｃｅｌｌｓ．Ｊｏｕｒｎａｌｏｆ
Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ，２０１６，３７（５）：６５６８

［７６］ＲａｏｕｘＳ，ＲｅｔｔｎｅｒＣＴ，ＪｏｒｄａｎｓｗｅｅｔＪＬ，ｅｔａｌ．Ｄｉｒｅｃｔ
ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｏｆａｍｏｒｐｈｏｕｓｔｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅｐｈａｓｅｔｒａｎｓｉｔｉｏｎｓｉｎ
ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅａｒｒａｙｓｏｆｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍａｔｅｒｉａｌｓ．Ｊｏｕｒｎａｌｏｆ
ＡｐｐｌｉｅｄＰｈｙｓｉｃｓ，２００７，１０２（９）：９４３０５

［７７］ＷｅｉｃＷ，ＢｏｔｔｉＳ，ＲｅｉｎｉｎｇＬ，ｅｔａｌ．Ｏｒｉｇｉｎｏｆｔｈｅｏｐｔｉｃａｌ
ｃｏｎｔｒａｓｔｉｎｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍａｔｅｒｉａｌｓ．ＰｈｙｓｉｃａｌＲｅｖｉｅｗＬｅｔｔｅｒｓ，
２００７，９８（２３）：２３６４０３

［７８］ＰｏｚｉｄｉｓＨ，ＰａｐａｎｄｒｅｏｕＮ，ＳｅｂａｓｔｉａｎＡ，ｅｔａｌ．Ａｆｒａｍｅｗｏｒｋ
ｆｏｒｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｉｎｍｕｌｔｉｌｅｖｅｌｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙ
／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ２０１２４ｔｈＩＥＥＥＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＭｅｍｏｒｙ
Ｗｏｒｋｓｈｏｐ．Ｍｉｌａｎｏ，Ｉｔａｌｙ，２０１２：１４５１４９

［７９］ＥｎｄｏｈＴ，ＫｏｉｋｅＨ，ＩｋｅｄａＳ，ｅｔａｌ．Ａｎｏｖｅｒｖｉｅｗｏｆｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｅ
ｅｍｅｒｇｉｎｇｍｅｍｏｒｉｅｓ－Ｓｐｉｎｔｒｏｎｉｃｓｆｏｒｗｏｒｋｉｎｇｍｅｍｏｒｉｅｓ．
ＩＥＥＥＪｏｕｒｎａｌｏｎＥｍｅｒｇｉｎｇａｎｄＳｅｌｅｃｔｅｄＴｏｐｉｃｓｉｎＣｉｒｃｕｉｔｓ
ａｎｄＳｙｓｔｅｍｓ，２０１６，６（２）：１０９１１９

［８０］ＤｏｎｇＸ，ＸｉｅＹ．ＡｄａＭＳ：ＡｄａｐｔｉｖｅＭＬＣ／ＳＬＣｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅ
ｍｅｍｏｒｙｄｅｓｉｇｎｆｏｒｆｉｌｅｓｔｏｒａｇｅ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ１６ｔｈＡｓｉａ
ａｎｄＳｏｕｔｈＰａｃｉｆｉｃＤｅｓｉｇｎＡｕｔｏｍａｔｉｏｎＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ．Ｙｏｋｏｈａｍａ，
Ｊａｐａｎ，２０１１：３１３６

［８１］ＪｏｓｈｉＭ，ＺｈａｎｇＷａｎｇｙｕａｎ，ＬｉＴａｏ．Ｍｅｒｃｕｒｙ：Ａｆａｓｔａｎｄ
ｅｎｅｒｇｙｅｆｆｉｃｉｅｎｔｍｕｌｔｉｌｅｖｅｌｃｅｌｌｂａｓｅｄｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙ
ｓｙｓｔｅｍ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ２０１１ＩＥＥＥ１７ｔｈＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
ＳｙｍｐｏｓｉｕｍｏｎＨｉｇｈＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅＣｏｍｐｕｔｅｒＡｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ．
ＳａｎＡｎｔｏｎｉｏ，Ｔｅｘａｓ，ＵＳＡ，２０１１：３４５３５６

［８２］ＬｏｎｇＬｉｎＢｏ．ＥｘｐｌｏｒｉｎｇＷｅａｒＬｅｖｅｌｉｎｇａｎｄＯｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ
ＴｅｃｈｎｉｑｕｅｓｏｆＮｏｎＶｏｌａｔｉｌｅＭｅｍｏｒｙ［Ｐｈ．Ｄ．ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎ］．
ＣｈｏｎｇｑｉｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ，２０１６（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
（龙林波．非易失性内存的磨损均衡与管理优化研究［博士学
位论文］．重庆大学，重庆，２０１６）

［８３］ＲａｏｕｘＳ，ＢｕｒｒＧＷ，ＢｒｅｉｔｗｉｓｃｈＭＪ，ｅｔａｌ．Ｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅ
ｒａｎｄｏｍａｃｃｅｓｓｍｅｍｏｒｙ：Ａｓｃａｌａｂｌｅｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．ＩＢＭＪｏｕｒｎａｌ
ｏｆＲｅｓｅａｒｃｈａｎｄＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，２００８，５２（４．５）：４６５４７９

［８４］ＭａｏＷｅｉ，ＬｉｕＪｉｎｇＮｉｎｇ，ＴｏｎｇＷｅｉ，ｅｔａｌ．Ａｒｅｖｉｅｗｏｆｓｔｏｒａｇｅ
ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｒｅｓｅａｒｃｈｂａｓｅｄｏｎｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙ．Ｃｈｉｎｅｓｅ
ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｏｍｐｕｔｅｒｓ，２０１５，３８（５）：９４４９６０（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
（冒伟，刘景宁，童薇等．基于相变存储器的存储技术研究综
述．计算机学报，２０１５，３８（５）：９４４９６０）

［８５］ＷｕＺｈａｎｇＬｉｎｇ，ＪｉｎＰｅｉＱｕａｎ，ＹｕｅＬｉＨｕａ，ｅｔａｌ．Ａｓｕｒｖｅｙ
ｏｎＰＣＭｂａｓｅｄｂｉｇｄａｔａｓｔｏｒａｇｅａｎｄｍａｎａｇｅｍｅｎｔ．Ｊｏｕｒｎａｌｏｆ
ＣｏｍｐｕｔｅｒＲｅｓｅａｒｃｈａｎｄＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，２０１５，５２（２）：３４３３６１
（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
（吴章玲，金培权，岳丽华等．基于ＰＣＭ的大数据存储与管
理研究综述．计算机研究与发展，２０１５，５２（２）：３４３３６１）

［８６］ＸｉａＦｅｉ，ＪｉａｎｇＤｅＪｕｎ，ＸｉｏｎｇＪｉｎ，ｅｔａｌ．Ａｓｕｒｖｅｙｏｆｐｈａｓｅ
ｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙｓｙｓｔｅｍｓ．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｏｍｐｕｔｅｒＳｃｉｅｎｃｅａｎｄ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１５，３０（１）：１２１１４４

［８７］ＣｈｏｉＹ，ＳｏｎｇＩ，ＰａｒｋＭＨ，ｅｔａｌ．Ａ２０ｎｍ１．８Ｖ８ＧｂＰＲＡＭ
ｗｉｔｈ４０ＭＢ／ｓｐｒｏｇｒａｍｂａｎｄｗｉｄｔｈ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ２０１２
ＩＥＥＥＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｏｌｉｄＳｔａｔｅＣｉｒｃｕｉｔｓＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ．ＳａｎＦｒａｎ
ｃｉｓｃｏ，ＵＳＡ．２０１２：４６４８

［８８］ＷｕＬｉａｎｇＣａｉ，ＳｏｎｇＺｈｉＴａｎｇ，ＺｈｏｕＸｉＬｉｎ，ｅｔａｌ．Ｓｔｕｄｙｏｆ
ｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍａｔｅｒｉａｌｓｆｏｒｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｒａｎｄｏｍａｃｃｅｓｓ
ｍｅｍｏｒｙ．ＳｃｉｅｎｔｉａＳｉｎｉｃａ（Ｐｈｙｓｉｃａ，Ｍｅｃｈａｎｉｃａ＆Ａｓｔｒｏｎｏｍｉｃａ），
２０１６，４６：１０７３０９（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
（吴良才，宋志棠，周夕淋等．相变存储器材料研究．中国科
学：物理学力学天文学，２０１６，４６：１０７３０９）

４１３２ 计　　算　　机　　学　　报 ２０１８年

《
 计

 算
 机

 学
 报

 》



［８９］ＡｔｈｍａｎａｔｈａｎＡ，ＳｔａｎｉｓａｖｌｊｅｖｉｃＭ，ＰａｐａｎｄｒｅｏｕＮ，ｅｔａｌ．
Ｍｕｌｔｉｌｅｖｅｌｃｅｌｌｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙ：Ａｖｉａｂｌｅｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．
ＩＥＥＥＪｏｕｒｎａｌｏｎＥｍｅｒｇｉｎｇａｎｄＳｅｌｅｃｔｅｄＴｏｐｉｃｓｉｎＣｉｒｃｕｉｔｓ
ａｎｄＳｙｓｔｅｍｓ，２０１６，６（１）：８７１００

［９０］ＢｕｒｒＧＷ，ＢｒｉｇｈｔｓｋｙＭＪ，ＳｅｂａｓｔｉａｎＡ，ｅｔａｌ．Ｒｅｃｅｎｔ
ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｎｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．ＩＥＥＥＪｏｕｒｎａｌ
ｏｎＥｍｅｒｇｉｎｇａｎｄＳｅｌｅｃｔｅｄＴｏｐｉｃｓｉｎＣｉｒｃｕｉｔｓａｎｄＳｙｓｔｅｍｓ，
２０１６，６（２）：１４６１６２

［９１］ＳｔａｎｉｓａｖｌｊｅｖｉｃＭ，ＰｏｚｉｄｉｓＨ，ＡｔｈｍａｎａｔｈａｎＡ，ｅｔａｌ．
Ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｏｎｏｆｒｅｌｉａｂｌｅｔｒｉｐｌｅｌｅｖｅｌｃｅｌｌ（ＴＬＣ）ｐｈａｓｅ
ｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ２０１６ＩＥＥＥ８ｔｈＩｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌＭｅｍｏｒｙＷｏｒｋｓｈｏｐ．Ｐａｒｉｓ，Ｆｒａｎｃｅ，２０１６：１４

［９２］ＨｏｎｇＳ，ＡｕｃｉｅｌｌｏＯ，ＷｏｕｔｅｒｓＤ．ＥｍｅｒｇｉｎｇＮｏｎＶｏｌａｔｉｌｅ
Ｍｅｍｏｒｉｅｓ．ＳｐｒｉｎｇｅｒＵＳ，ＮｅｗＹｏｒｋ，ＵＳＡ，２０１４：１０３１６６

［９３］ＤｏｎｇＸ，ＪｏｕｐｐｉＮＰ，ＸｉｅＹ．ＰＣＲＡＭｓｉｍ：Ｓｙｓｔｅｍｌｅｖｅｌ
ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ，ｅｎｅｒｇｙ，ａｎｄａｒｅａｍｏｄｅｌｉｎｇｆｏｒｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅ
ｒａｍ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ２００９ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎ
ＣｏｍｐｕｔｅｒＡｉｄｅｄＤｅｓｉｇｎ．ＮｅｗＹｏｒｋ，ＵＳＡ，２００９：２６９２７５

［９４］ＶｉｌｌａＣ，ＭｉｌｌｓＤ，ＢａｒｋｌｅｙＧ，ｅｔａｌ．Ａ４５ｎｍ１Ｇｂ１．８Ｖ
ｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ２０１０ＩＥＥＥ
ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｏｌｉｄＳｔａｔｅＣｉｒｃｕｉｔｓＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ．ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏ，
ＵＳＡ，２０１０：２７０２７１

［９５］ＤｅＳａｎｄｒｅＧ，ＢｅｔｔｉｎｉＬ，ＰｉｒｏｌａＡ，ｅｔａｌ．Ａ９０ｎｍ４Ｍｂ
ｅｍｂｅｄｄｅｄｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙｗｉｔｈ１．２Ｖ１２ｎｓｒｅａｄ
ａｃｃｅｓｓｔｉｍｅａｎｄ１ＭＢ／ｓｗｒｉｔｅｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ
２０１０ＩＥＥＥＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｏｌｉｄＳｔａｔｅＣｉｒｃｕｉｔｓＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ．
ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏ，ＵＳＡ．２０１０：２６８２６９

［９６］ＣｈｏＢＨ，ＳｈｉｎＪ，ＫｉｍＪ，ｅｔａｌ．Ａ５８ｎｍ１．８Ｖ１ＧｂＰＲＡＭ
ｗｉｔｈ６．４ＭＢ／ｓｐｒｏｇｒａｍＢＷ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ２０１１ＩＥＥＥ
ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｏｌｉｄＳｔａｔｅＣｉｒｃｕｉｔｓＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ．ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏ，
ＵＳＡ，２０１１：５００５０２

［９７］ＬｉｕＪｉｎＬｅｉ，ＬｉＱｉｏｎｇ．Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｎｅｗｎｏｎ
ｖｏｌａｔｉｌｅｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙＰＣＭ．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｏｍｐｕｔｅｒ
ＲｅｓｅａｒｃｈａｎｄＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，２０１２，４９（Ｓ１）：９０９３（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
（刘金垒，李琼．新型非易失相变存储器ＰＣＭ应用研究．
计算机研究与发展，２０１２，４９（Ｓ１）：９０９３）

［９８］ＦｅｒｒｅｉｒａＡＰ，ＺｈｏｕＭ，ＢｏｃｋＳ，ｅｔａｌ．ＩｎｃｒｅａｓｉｎｇＰＣＭ
ｍａｉｎｍｅｍｏｒｙｌｉｆｅｔｉｍｅ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ２０１０Ｄｅｓｉｇｎ，
Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ＆ＴｅｓｔｉｎＥｕｒｏｐｅＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ＆Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ．
Ｄｒｅｓｄｅｎ，Ｇｅｒｍａｎｙ，２０１０：９１４９１９

［９９］ＺｈａｏＭｅｎｇｙｉｎｇ，ＪｉａｎｇＬｅｉ，ＺｈａｎｇＹｏｕｔａｏ，ｅｔａｌ．ＳＬＣ
ｅｎａｂｌｅｄｗｅａｒｌｅｖｅｌｉｎｇｆｏｒＭＬＣＰＣＭｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇｐｒｏｃｅｓｓ
ｖａｒｉａｔｉｏｎ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ５１ｓｔＡＣＭ／ＩＥＥＥＤｅｓｉｇｎ
ＡｕｔｏｍａｔｉｏｎＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ．ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏ，ＵＳＡ，２０１４：１６

［１００］ＣｈｅｎＣｈｉＨａｏ，ＨｓｉｕＰｉＣｈｅｎｇ，ＫｕｏＴｅｉＷｅｉ，ｅｔａｌ．
ＡｇｅｂａｓｅｄＰＣＭｗｅａｒｌｅｖｅｌｉｎｇｗｉｔｈｎｅａｒｌｙｚｅｒｏｓｅａｒｃｈ
ｃｏｓｔ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ４９ｔｈＡＣＭ／ＥＤＡＣ／ＩＥＥＥＤｅｓｉｇｎ
ＡｕｔｏｍａｔｉｏｎＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ．ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏ，ＵＳＡ，２０１２：４５３
４５８

［１０１］ＱｕｒｅｓｈｉＭＫ，ＳｒｉｎｉｖａｓａｎＶ，ＲｉｖｅｒｓＪＡ．Ｓｃａｌａｂｌｅｈｉｇｈ
ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｍａｉｎｍｅｍｏｒｙｓｙｓｔｅｍｕｓｉｎｇｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙ
ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．ＡＣＭＳＩＧＡＲＣＨＣｏｍｐｕｔｅｒＡｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅＮｅｗｓ，
２００９，３７（３）：２４３３

［１０２］ＹｕｎＪ，ＬｅｅＳ，ＹｏｏＳ．Ｂｌｏｏｍｆｉｌｔｅｒｂａｓｅｄｄｙｎａｍｉｃｗｅａｒ
ｌｅｖｅｌｉｎｇｆｏｒｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｒａｍ／／ＰｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ
ｏｎＤｅｓｉｇｎ，ＡｕｔｏｍａｔｉｏｎａｎｄＴｅｓｔｉｎＥｕｒｏｐｅ．Ｄｒｅｓｄｅｎ，
Ｇｅｒｍａｎｙ，２０１２：１５１３１５１８

［１０３］ＹｕｎＪ，ＬｅｅＳ，ＹｏｏＳ．Ｄｙｎａｍｉｃｗｅａｒｌｅｖｅｌｉｎｇｆｏｒｐｈａｓｅ
ｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｉｅｓｗｉｔｈｅｎｄｕｒａｎｃｅｖａｒｉａｔｉｏｎｓ．ＩＥＥＥＴｒａｎｓａｃ
ｔｉｏｎｓｏｎＶｅｒｙＬａｒｇｅＳｃａｌｅＩｎｔｅｇｒａｔｉｏｎＳｙｓｔｅｍｓ，２０１５，
２３（９）：１６０４１６１５

［１０４］ＳｅｏｎｇＮＨ，ＷｏｏＤＨ，ＬｅｅＨＨＳ．Ｓｅｃｕｒｉｔｙｒｅｆｒｅｓｈ：
Ｐｒｅｖｅｎｔｍａｌｉｃｉｏｕｓｗｅａｒｏｕｔａｎｄｉｎｃｒｅａｓｅｄｕｒａｂｉｌｉｔｙｆｏｒ
ｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙｗｉｔｈｄｙｎａｍｉｃａｌｌｙｒａｎｄｏｍｉｚｅｄａｄｄｒｅｓｓ
ｍａｐｐｉｎｇ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ３７ｔｈＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｙｍｐｏｓｉｕｍ
ｏｎＣｏｍｐｕｔｅｒＡｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ．ＳａｉｎｔＭａｌｏ，Ｆｒａｎｃｅ，２０１０：３８３
３９４

［１０５］ＤｕＹｕＹａｎｇ，ＹｕＨｏｎｇＬｉａｎｇ，ＺｈｅｎｇＷｅｉＭｉｎ．Ａｎａｌｇｅｂｒａｉｃ
ｍａｐｐｉｎｇｂａｓｅｄｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙｍａｔｒｉｘｗｅａｒｌｅｖｅｌｉｎｇ
ｍｅｔｈｏｄ．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｏｍｐｕｔｅｒＲｅｓｅａｒｃｈａｎｄＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，
２０１２，４９（１２）：２７１３２７２０（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
（杜雨阳，余宏亮，郑纬民．一种基于代数映射的相变内存
矩阵磨损均衡方法．计算机研究与发展，２０１２，４９（１２）：
２７１３２７２０）

［１０６］ＹｕＨｏｎｇｌｉａｎｇ，ＤｕＹｕｙａｎｇ．Ｉｎｃｒｅａｓｉｎｇｅｎｄｕｒａｎｃｅａｎｄ
ｓｅｃｕｒｉｔｙｏｆｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙｗｉｔｈｍｕｌｔｉｗａｙｗｅａｒ
ｌｅｖｅｌｉｎｇ．ＩＥＥＥＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎＣｏｍｐｕｔｅｒｓ，２０１４，６３（５）：
１１５７１１６８

［１０７］ＱｕｒｅｓｈｉＭＫ，ＳｅｚｎｅｃＡ，ＬａｓｔｒａｓＬＡ，ｅｔａｌ．Ｐｒａｃｔｉｃａｌａｎｄ
ｓｅｃｕｒｅＰＣＭｓｙｓｔｅｍｓｂｙｏｎｌｉｎｅｄｅｔｅｃｔｉｏｎｏｆｍａｌｉｃｉｏｕｓｗｒｉｔｅ
ｓｔｒｅａｍｓ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ２０１１ＩＥＥＥ１７ｔｈＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
ＳｙｍｐｏｓｉｕｍｏｎＨｉｇｈＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅＣｏｍｐｕｔｅｒＡｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ．
ＳａｎＡｎｔｏｎｉｏ，ＵＳＡ，２０１１：４７８４８９

［１０８］ＳｅｚｎｅｃＡ．Ａｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙａｓａｓｅｃｕｒｅｍａｉｎｍｅｍｏ
ｒｙ．ＩＥＥＥＣｏｍｐｕｔｅｒＡｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅＬｅｔｔｅｒｓ，２０１０，９（１）：５８

［１０９］ＤｕＹｕＹａｎｇ．ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＶｉｒｔｕａｌＭａｃｈｉｎｅＳｔａｔｅＭｉｇｒａｔｉｏｎ
ａｎｄＰｈａｓｅＣｈａｎｇｅＭｅｍｏｒｙＷｅａｒＬｅｖｅｌｉｎｇＭｅｔｈｏｄ［Ｐｈ．Ｄ．
ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎ］．ＴｓｉｎｇｈｕａＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｂｅｉｊｉｎｇ，２０１１（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
（杜雨阳．虚拟机状态迁移和相变存储磨损均衡方法研究
［博士学位论文］．清华大学，北京，２０１１）

［１１０］ＬｉｕＤｕｏ，ＷａｎｇＴｉａｎｚｈｅｎｇ，ＷａｎｇＹｉ，ｅｔａｌ．ＣｕｒｌｉｎｇＰＣＭ：
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓｐｅｃｉｆｉｃｗｅａｒｌｅｖｅｌｉｎｇｆｏｒｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙ
ｂａｓｅｄｅｍｂｅｄｄｅｄｓｙｓｔｅｍｓ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ１８ｔｈＡｓｉａａｎｄ
ＳｏｕｔｈＰａｃｉｆｉｃＤｅｓｉｇｎＡｕｔｏｍａｔｉｏｎＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ．Ｙｏｋｏｈａｍａ，
Ｊａｐａｎ，２０１３：２７９２８４

［１１１］ＺｈｏｕＰｉｎｇ，ＺｈａｏＢｏ，ＹａｎｇＪｕｎ，ｅｔａｌ．Ａｄｕｒａｂｌｅａｎｄ
ｅｎｅｒｇｙｅｆｆｉｃｉｅｎｔｍａｉｎｍｅｍｏｒｙｕｓｉｎｇｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙ
ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ３６ｔｈＡｎｎｕａｌＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
ＳｙｍｐｏｓｉｕｍｏｎＣｏｍｐｕｔｅｒＡｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ．ＮｅｗＹｏｒｋ，ＵＳＡ，
２００９：１４２３

［１１２］ＱｕｒｅｓｈｉＭＫ，ＫａｒｉｄｉｓＪ，ＦｒａｎｃｅｓｃｈｉｎｉＭ，ｅｔａｌ．Ｅｎｈａｎｃｉｎｇ
ｌｉｆｅｔｉｍｅａｎｄｓｅｃｕｒｉｔｙｏｆＰＣＭｂａｓｅｄｍａｉｎｍｅｍｏｒｙｗｉｔｈ
ｓｔａｒｔｇａｐｗｅａｒｌｅｖｅｌｉｎｇ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ４２ｎｄＡｎｎｕａｌ
ＩＥＥＥ／ＡＣＭＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｙｍｐｏｓｉｕｍｏｎＭｉｃｒｏａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ．
ＮｅｗＹｏｒｋ，ＵＳＡ，２００９：１４２３

５１３２１０期 何炎祥等：ＰＣＲＡＭ损耗均衡研究综述

《
 计

 算
 机

 学
 报

 》



［１１３］ＨｕａｎｇＦａｎｇｔｉｎｇ，ＦｅｎｇＤａｎ，ＸｉａＷｅｉ，ｅｔａｌ．Ｓｅｃｕｒｉｔｙ
ＲＢＳＧ：Ｐｒｏｔｅｃｔｉｎｇｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙｗｉｔｈｓｅｃｕｒｉｔｙｌｅｖｅｌ
ａｄｊｕｓｔａｂｌｅｄｙｎａｍｉｃｍａｐｐｉｎｇ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ２０１６ＩＥＥＥ
ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＰａｒａｌｌｅｌａｎｄＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇＳｙｍｐｏｓｉｕｍ
（ＩＰＤＰＳ）．Ｃｈｉｃａｇｏ，ＵＳＡ，２０１６：１０８１１０９０

［１１４］ＺｈｕＰｅｎｇ，ＨｕａｎｇＬｉａｎＪｕｎ，ＨｅＺａｉＨｏｎｇ，ｅｔａｌ．Ｄｅｓｉｇｎ
ａｎｄｉｍｐｌｅｍｅｎｔｏｆＰＣＭｍｕｌｔｉｄｉｒｅｃｔｉｏｎＳｔａｒｔＧａｐａｌｇｏｒｉｔｈｍ．
ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｈｉｎｅｓｅＣｏｍｐｕｔｅｒＳｙｓｔｅｍ，２０１６，３７（３）：６２７
６３１（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）
（朱鹏，黄炼军，贺再红等．ＰＣＭ多向ＳｔａｒｔＧａｐ算法设计
与实现．小型微型计算机系统，２０１６，３７（３）：６２７６３１）

［１１５］ＺｈａｏＭ，ＳｈｉＬ，ＹａｎｇＣ，ＸｕｅＣＪ．Ｌｅｖｅｌｉｎｇｔｏｔｈｅｌａｓｔ
ｍｉｌｅ：ＮｅａｒｚｅｒｏｃｏｓｔｂｉｔｌｅｖｅｌｗｅａｒｌｅｖｅｌｉｎｇｆｏｒＰＣＭｂａｓｅｄ
ｍａｉｎｍｅｍｏｒｙ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ３２ｎｄＩＥＥＥＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
ＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎＣｏｍｐｕｔｅｒＤｅｓｉｇｎ．Ｓｅｏｕｌ，Ｋｏｒｅａ，２０１４：
１６２１

［１１６］ＺｈｏｕＷｅｎ，ＦｅｎｇＤａｎ，ＨｕａＹｕ，ｅｔａｌ．Ｉｎｃｒｅａｓｉｎｇｌｉｆｅｔｉｍｅ
ａｎｄｓｅｃｕｒｉｔｙｏｆｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙｗｉｔｈｅｎｄｕｒａｎｃｅ
ｖａｒｉａｔｉｏｎ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ２０１６ＩＥＥＥ２２ｎｄＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
ＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎＰａｒａｌｌｅｌａｎｄＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄＳｙｓｔｅｍｓ．Ｗｕｈａｎ，
Ｃｈｉｎａ，２０１６：８６１８６８

［１１７］ＤｈｉｍａｎＧ，ＡｙｏｕｂＲ，ＲｏｓｉｎｇＴ．ＰＤＲＡＭ：Ａｈｙｂｒｉｄ
ＰＲＡＭａｎｄＤＲＡＭｍａｉｎｍｅｍｏｒｙｓｙｓｔｅｍ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆ
ｔｈｅ４６ｔｈＤｅｓｉｇｎＡｕｔｏｍａｔｉｏｎＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ．ＮｅｗＹｏｒｋ，ＵＳＡ，
２００９：６６４６６９

［１１８］ＰａｎＣｈｅｎ，ＸｉｅＭｉｍｉ，ＨｕＪｉｎｇｔｏｎｇ，ｅｔａｌ．Ｗｅａｒｌｅｖｅｌｉｎｇｆｏｒ
ＰＣＭｍａｉｎｍｅｍｏｒｙｏｎｅｍｂｅｄｄｅｄｓｙｓｔｅｍｖｉａｐａｇｅｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔａｎｄｐｒｏｃｅｓｓｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ２０１４ＩＥＥＥ
２０ｔｈＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎＥｍｂｅｄｄｅｄａｎｄＲｅａｌＴｉｍｅ
ＣｏｍｐｕｔｉｎｇＳｙｓｔｅｍｓａｎｄＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ．Ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ，Ｃｈｉｎａ，
２０１４，（０１４）：１９

［１１９］ＪａｌｉｌｉＭ，ＳａｒｂａｚｉＡｚａｄＨ．Ｃａｐｔｏｐｒｉｌ：Ｒｅｄｕｃｉｎｇｔｈｅｐｒｅｓｓｕｒｅ
ｏｆｂｉｔｆｌｉｐｓｏｎｈｏｔｌｏｃａｔｉｏｎｓｉｎｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｅｍａｉｎｍｅｍｏｒｉｅｓ／／
Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ２０１６Ｄｅｓｉｇｎ，Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ＆Ｔｅｓｔｉｎ
ＥｕｒｏｐｅＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ＆Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ．Ｄｒｅｓｄｅｎ，Ｇｅｒｍａｎｙ，２０１６：

１１１６１１１９
［１２０］ＹｕＬｉｃｈｅｎｇ，ＣｈｅｎＴｉａｎｚｈｏｕ，ＷｕＪｉａｎｚｈｏｎｇ．Ａｓｏｆｔｗａｒｅ

ｈａｒｄｗａｒｅｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｎｇｆｒａｍｅｗｏｒｋｆｏｒｗｅａｒｌｅｖｅｌｉｎｇｏｎ
ｐｈａｓｅｃｈａｎｇｅｍｅｍｏｒｙ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ２０１２ＩＥＥＥ１４ｔｈ
ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎＨｉｇｈＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅＣｏｍｐｕｔｉｎｇ
ａｎｄＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ＆２０１２ＩＥＥＥ９ｔｈＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
ＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎＥｍｂｅｄｄｅｄＳｏｆｔｗａｒｅａｎｄＳｙｓｔｅｍｓ．Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，
ＵＳＡ，２０１２：１３６０１３６７

［１２１］ＫｈｏｕｚａｎｉＨＡ，ＸｕｅＹ，ＹａｎｇＣ，ｅｔａｌ．ＰｒｏｌｏｎｇｉｎｇＰＣＭ
ｌｉｆｅｔｉｍｅｔｈｒｏｕｇｈｅｎｅｒｇｙｅｆｆｉｃｉｅｎｔ，ｓｅｇｍｅｎｔａｗａｒｅ，ａｎｄｗｅａｒ
ｒｅｓｉｓｔａｎｔｐａｇｅａｌｌｏｃａｔｉｏｎ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ２０１４Ｉｎｔｅｒｎａ
ｔｉｏｎａｌＳｙｍｐｏｓｉｕｍｏｎＬｏｗＰｏｗｅｒＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓａｎｄＤｅｓｉｇｎ．Ｌａ
Ｊｏｌｌａ，ＵＳＡ，２０１４：３２７３３０

［１２２］ＳｈａＨＭ，ＬｏｎｇＬ，ＬｉｕＤ，ｅｔａｌ．Ａｃｏｍｐｉｌｅｒａｓｓｉｓｔｅｄｗｅａｒ
ｌｅｖｅｌｉｎｇｆｏｒｍｏｒｐｈａｂｌｅＰＣＭｉｎｅｍｂｅｄｄｅｄｓｙｓｔｅｍｓ．Ｊｏｕｒｎａｌ
ｏｆＳｙｓｔｅｍｓＡｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ，２０１６，７１（Ｃ）：３２４３

［１２３］ＪｉｎｇｔｏｎｇＨｕ，ＭｉｍｉＸｉｅ，ＣｈｅｎＰａｎ，ｅｔａｌ．Ｌｏｗｏｖｅｒｈｅａｄ
ｓｏｆｔｗａｒｅｗｅａｒｌｅｖｅｌｉｎｇｆｏｒｈｙｂｒｉｄＰＣＭ＋ＤＲＡＭｍａｉｎ
ｍｅｍｏｒｙｏｎｅｍｂｅｄｄｅｄｓｙｓｔｅｍｓ．ＩＥＥＥＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎＶｅｒｙ
ＬａｒｇｅＳｃａｌｅＩｎｔｅｇｒａｔｉｏｎＳｙｓｔｅｍｓ，２０１５，２３（４）：６５４６６３

［１２４］ＨｕＪ，ＺｈｕｇｅＱ，ＸｕｅＣＪ，ｅｔａｌ．Ｓｏｆｔｗａｒｅｅｎａｂｌｅｄｗｅａｒ
ｌｅｖｅｌｉｎｇｆｏｒｈｙｂｒｉｄＰＣＭｍａｉｎｍｅｍｏｒｙｏｎｅｍｂｅｄｄｅｄ
ｓｙｓｔｅｍｓ／／ＰｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅＤｅｓｉｇｎ，Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ＆Ｔｅｓｔｉｎ
ＥｕｒｏｐｅＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ＆Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ．Ｇｒｅｎｏｂｌｅ，Ｆｒａｎｃｅ，２０１３：
５９９６０２

［１２５］ＬｏｎｇＬｉｎｂｏ，ＬｉｕＤｏｕ，ＨｕＪｉｎｇｔｏｎｇ，ｅｔａｌ．Ａｓｐａｃｅｂａｓｅｄ
ｗｅａｒｌｅｖｅｌｉｎｇｆｏｒＰＣＭｂａｓｅｄｅｍｂｅｄｄｅｄｓｙｓｔｅｍｓ／／Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ
ｏｆｔｈｅ２０１３ＩＥＥＥ１９ｔｈＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎＥｍｂｅｄｄｅｄ
ａｎｄＲｅａｌＴｉｍｅＣｏｍｐｕｔｉｎｇＳｙｓｔｅｍｓａｎｄＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ．Ｔａｉｐｅｉ，
Ｃｈｉｎａ，２０１３：１４５１４８

［１２６］ＨｕＪｉｎｇｔｏｎｇ，ＸｕｅＣｈｕｎＪａｓｏｎ，ＺｈｕｇｅＱｉｎｇｆｅｎｇ，ｅｔａｌ．
Ｗｒｉｔｅａｃｔｉｖｉｔｙｒｅｄｕｃｔｉｏｎｏｎｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｅｍａｉｎｍｅｍｏｒｉｅｓｆｏｒ
ｅｍｂｅｄｄｅｄｃｈｉｐｍｕｌｔｉｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ．ＡＣＭＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎ
ＥｍｂｅｄｄｅｄＣｏｍｐｕｔｉｎｇＳｙｓｔｅｍｓ，２０１３，１２（３）：１２７

犎犈犢犪狀犡犻犪狀犵，ｂｏｒｎｉｎ１９５２，Ｐｈ．Ｄ．，
ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ，Ｐｈ．Ｄ．ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒ．Ｈｉｓｒｅｓｅａｒｃｈ
ｉｎｔｅｒｅｓｔｓｉｎｃｌｕｄｅｔｒｕｓｔｅｄｓｏｆｔｗａｒｅ，ｄｉｓｔｒｉ
ｂｕｔｅｄｐａｒａｌｌｅｌｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇａｎｄｈｉｇｈ
ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｃｏｍｐｕｔｉｎｇ．

犆犎犈犖犕狌犆犺犪狅，ｂｏｒｎｉｎ１９８０，Ｐｈ．Ｄ．ｃａｎｄｉｄａｔｅ，ｓｅｎｉｏｒ
ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｉｓｔ．Ｈｉｓｒｅｓｅａｒｃｈｉｎｔｅｒｅｓｔｓｉｎｃｌｕｄｅｔｒｕｓｔｅｄ
ｓｏｆｔｗａｒｅ，ｃｏｍｐｉｌａｔｉｏｎｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎａｎｄｅｍｂｅｄｄｅｄｓｙｓｔｅｍ．

犔犐犙犻狀犵犃狀，ｂｏｒｎｉｎ１９８６，Ｐｈ．Ｄ．，ａｓｓｏｃｉａｔｅｐｒｏｆｅｓｓｏｒ．
Ｈｉｓｒｅｓｅａｒｃｈｉｎｔｅｒｅｓｔｓｉｎｃｌｕｄｅｃｏｍｐｉｌａｔｉｏｎｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎａｎｄ
ｅｍｂｅｄｄｅｄｓｙｓｔｅｍ．

犎犈犑犻狀犵（犛犲犾犲狀犪），ｂｏｒｎｉｎ１９７７，Ｐｈ．Ｄ．，ａｓｓｉｓｔａｎｔ
ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ．Ｈｅｒｒｅｓｅａｒｃｈｉｎｔｅｒｅｓｔｓｉｎｃｌｕｄｅｗｉｒｅｌｅｓｓｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ
ａｎｄｍｏｂｉｌｅｃｏｍｐｕｔｉｎｇ，ｓｏｃｉａｌｎｅｔｗｏｒｋａｎａｌｙｓｉｓａｎｄｂｉｇｄａｔａ
ａｎａｌｙｓｉｓｏｎｃｌｏｕｄｓ．

犛犎犈犖犉犪狀犉犪狀，ｂｏｒｎｉｎ１９８７，Ｐｈ．Ｄ．ｃａｎｄｉｄａｔｅ．Ｈｉｓ
ｒｅｓｅａｒｃｈｉｎｔｅｒｅｓｔｓｉｎｃｌｕｄｅｔｒｕｓｔｅｄｓｏｆｔｗａｒｅ，ｃｏｍｐｕｔｅｒ
ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅａｎｄｓｔｏｒａｇｅｓｙｓｔｅｍ．

犛犎犝犃犐犣犻犙犻，ｂｏｒｎｉｎ１９９４，Ｍ．Ｓ．ｃａｎｄｉｄａｔｅ．Ｈｉｓ
ｒｅｓｅａｒｃｈｉｎｔｅｒｅｓｔｓｉｎｃｌｕｄｅｃｏｍｐｉｌａｔｉｏｎｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎａｎｄ
ｅｍｂｅｄｄｅｄｓｙｓｔｅｍ．

犡犝犆犺犪狅，ｂｏｒｎｉｎ１９８０，Ｐｈ．Ｄ．，ａｓｓｏｃｉａｔｅｐｒｏｆｅｓｓｏｒ．
Ｈｉｓｒｅｓｅａｒｃｈｉｎｔｅｒｅｓｔｓｉｎｃｌｕｄｅｔｒｕｓｔｅｄｓｏｆｔｗａｒｅ，ｅｍｂｅｄｄｅｄ
ｓｙｓｔｅｍａｎｄｃｏｍｐｕｔｅｒａｕｄｉｔ．

６１３２ 计　　算　　机　　学　　报 ２０１８年

《
 计

 算
 机

 学
 报

 》



犅犪犮犽犵狉狅狌狀犱
Ｏｖｅｒｔｈｅｐａｓｔｆｅｗｄｅｃａｄｅｓ，ｍｅｍｏｒｙｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｓｃａｌｉｎｇ

ｈａｓｐｒｏｖｉｄｅｄｍａｎｙｂｅｎｅｆｉｔｓ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇｉｎｃｒｅａｓｅｄｄｅｎｓｉｔｙａｎｄ
ｃａｐａｃｉｔｙａｎｄｒｅｄｕｃｅｄｃｏｓｔ．Ｓｃａｌｉｎｇｈａｓｐｒｏｖｉｄｅｄｔｈｅｓｅｂｅｎｅｆｉｔｓ
ｆｏｒｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，ｓｕｃｈａｓＤＲＡＭ，ｂｕｔｎｏｗｓｃａｌｉｎｇ
ｉｓｉｎｊｅｏｐａｒｄｙ．Ｖａｒｉｏｕｓｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｅｍｅｍｏｒｙｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
ｈａｖｅｂｅｅｎｅｍｅｒｇｅｄｔｏｒｅｐｌａｃｅｉｔｉｎｍｅｍｏｒｙｈｉｅｒａｒｃｈｙ．Ａｍｏｎｇ
ｔｈｅｓｅｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，ＰｈａｓｅＣｈａｎｇｅＲａｎｄｏｍＡｃｃｅｓｓＭｅｍｏｒｙ
（ＰＣＲＡＭ）ｉｓａｐｒｏｍｉｓｉｎｇｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｆｏｒｍａｉｎｍｅｍｏｒｙｄｕｅｔｏ
ｉｔｓｎｅａｒｚｅｒｏｌｅａｋａｇｅｐｏｗｅｒ，ｈｉｇｈｅｒｄｅｎｓｉｔｙａｎｄｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ．
Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｉｔｓｍａｊｏｒｄｒａｗｂａｃｋｓ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇｌｉｍｉｔｅｄｗｒｉｔｅ
ｄｕｒａｎｃｅ，ｈａｖｅｐｒｅｖｅｎｔｅｄｉｔｓｕｓａｇｅａｓａｄｒｏｐｉｎｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔｏｆ
ＤＲＡＭｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．Ｂｅｃａｕｓｅｏｆｕｎｅｖｅｎｗｒｉｔｅｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ，
ＰＣＲＡＭｉｓｈｉｇｈｌｙｌｉｋｅｌｙｔｏｈａｖｅｅａｒｌｙｆａｉｌｕｒｅｓ，ｗｈｉｃｈｃａｎ
ｓｐｒｅａｄｏｖｅｒｔｈｅｃｈｉｐｓｐａｃｅａｎｄｌｅａｖｅｔｈｅｅｎｔｉｒｅｃｈｉｐｕｎｕｓａｂｌｅ．
Ｔｏａｄｄｒｅｓｓｔｈｅｓｅｃｒｉｔｉｃａｌｉｓｓｕｅｓ，ｓｏｍｅｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅＰＣＲＡＭ
ｗｅａｒｌｅｖｅｌｉｎｇｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓａｒｅｐｒｏｐｏｓｅｄｂｙｒｅｓｅａｒｃｈｅｒｓ，ｆｒｏｍ
ｂｏｔｈｈａｒｄｗａｒｅｌａｙｅｒａｎｄｓｏｆｔｗａｒｅｌａｙｅｒ，ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ．Ｔｈｅ
ｈａｒｄｗａｒｅａｓｓｉｓｔｅｄｗｅａｒｌｅｖｅｌｉｎｇｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓｃａｎｂｅｄｉｖｉｄｅｄｉｎｔｏ
ｔｈｒｅｅｃａｔｅｇｏｒｉｅｓａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅｇｒａｎｕｌａｒｉｔｙ：ｍｅｍｏｒｙｐａｇｅ
ｌｅｖｅｌ，ｍｅｍｏｒｙｂｌｏｃｋ／ｒｅｇｉｏｎｌｅｖｅｌａｎｄｓｔｏｒａｇｅｌｉｎｅｌｅｖｅｌ．Ｏｎ
ｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，ｔｈｅｓｏｆｔｗａｒｅａｓｓｉｓｔｅｄｗｅａｒｌｅｖｅｌｉｎｇｔｅｃｈ
ｎｉｑｕｅｓｄｏｎｏｔｎｅｅｄｔｏｂｅｍｏｄｉｆｙｔｈｅｈａｒｄｗａｒｅ．Ｔｈｅｓｏｆｔｗａｒｅ
ａｓｓｉｓｔｅｄｗｅａｒｌｅｖｅｌｉｎｇｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓｃａｎｂｅｄｉｖｉｄｅｄｉｎｔｏｔｗｏ
ｌｅｖｅｌｓ：ｏｐｅｒａｔｉｎｇｓｙｓｔｅｍｌｅｖｅｌａｎｄｃｏｍｐｉｌｅｒｌｅｖｅｌ．Ｏｎｔｈｅ
ｂａｓｉｓｏｆａｎａｌｙｚｉｎｇａｎｄｓｕｍｍａｒｉｚｉｎｇｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔｒｅｓｅａｒｃｈ
ｓｉｔｕａｔｉｏｎ，ｗｅｄｉｓｃｕｓｓｅｄａｄｖａｎｔａｇｅｓａｎｄｄｉｓａｄｖａｎｔａｇｅｓｏｆ
ｔｈｅｓｅｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓａｎｄｂｒｉｅｆｌｙｄｉｓｃｕｓｓｅｄｔｈｅｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓｏｆ
ｆｕｒｔｈｅｒｒｅｓｅａｒｃｈ，ａｎｄｔｈｕｓｃｏｕｌｄｂｅｒｅｆｅｒｅｎｃｅｗｏｒｋｆｏｒｔｈｅ
ｎｅｘｔｓｔｅｐｏｆｔｈｉｓｆｉｅｌｄ．

ＴｈｉｓｒｅｓｅａｒｃｈｉｓｆｕｎｄｅｄｂｙｔｈｅＮＳＦＣｐｒｏｊｅｃｔ“Ｗｅａｒ
ＬｅｖｅｌｉｎｇＭｅｔｈｏｄｆｏｒＰｈａｓｅｃｈａｎｇｅＭｅｍｏｒｙＢａｓｅｄｏｎＣｏｍｐｉｌｅｒ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ”ｕｎｄｅｒＧｒａｎｔＮｏ．６１５０２３４６ｗｈｉｃｈｍａｉｎｌｙｓｏｌｖｅｓ
ｔｈｅｉｓｓｕｅｓｏｎｃａｌｌｉｎｇｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎａｎｄｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｔｒａｎｓｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎｏｆｓｐｉｌｌｉｎｇｃｏｄｅｔｏｅａｓｅｔｈｅｕｎｅｖｅｎｗｒｉｔｅｓｏｎｓｔａｃｋ．
ＴｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙｔｈｅＮＳＦＣｐｒｏｊｅｃｔ“ＫｅｙＴｅｃｈｎｉｑｕｅｓ
ｏｆＨｉｇｈＴｈｒｏｕｇｈｐｕｔＭａｎｙＣｏｒｅＭｉｃｒｏａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅｆｏｒＢｉｇ
ＤａｔａＣｏｍｐｕｔｉｎｇ”ｕｎｄｅｒＧｒａｎｔＮｏ．６１４６２００４ｗｈｉｃｈａｓｗｅｌｌ
ｆｏｃｕｓｅｓｏｎｓｅｖｅｒａｌｉｓｓｕｅｓｏｆｔｈｅｓｔｏｒａｇｅｓｙｓｔｅｍａｎｄｏｎｃｈｉｐ
ｎｅｔｗｏｒｋｏｎｍａｎｙｃｏｒｅｐｒｏｃｅｓｓｏｒ．Ｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ
ｔｈｅＮａｔｉｏｎａｌＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＦｏｕｎｄａｔｉｏｎｏｆＣｈｉｎａ（ＮＳＦＣ）
ｐｒｏｊｅｃｔ“ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＴｈｅｏｒｙａｎｄＭｅｔｈｏｄｓｏｆＧｒｅｅｎＣｏｍｐｉｌｅｒ
ｆｏｒＧｒｅｅｎＥｍｂｅｄｄｅｄＳｙｓｔｅｍｓ”ｕｎｄｅｒＧｒａｎｔＮｏ．６１３７３０３９
ｗｈｉｃｈａｉｍｓａｔｐｏｗｅｒｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｏｆｅｍｂｅｄｄｅｄｓｙｓｔｅｍｓｖｉａａ
ｓｐｅｃｉａｌｇｒｅｅｎｃｏｍｐｉｌｅｒｆｒａｍｅｗｏｒｋ．Ｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｓｕｐｐｏｒｔｅｄ
ｂｙｔｈｅＮＳＦＣｐｒｏｊｅｃｔ“ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＥｍｂｅｄｄｅｄＳｏｆｔｗａｒｅ
ＲｅｌｉａｂｉｌｉｔｙＳｔｒｅｎｇｔｈｅｎｉｎｇＭｅｔｈｏｄＢａｓｅｄｏｎＣｏｍｐｉｌｅｒ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ”ｕｎｄｅｒＧｒａｎｔＮｏ．６１６４０２２０ｗｈｉｃｈｍａｉｎｌｙｓｏｌｖｅｓ
ｔｈｅｉｓｓｕｅｓｏｎｓｏｆｔｗａｒｅｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙｓｔｒｅｎｇｔｈｅｎｉｎｇｍｅｔｈｏｄｉｎ
ｅｍｂｅｄｄｅｄｓｙｓｔｅｍｓ．Ｉｎａｄｄｉｔｉｏｎ，ｔｈｉｓｒｅｓｅａｒｃｈｉｓａｌｓｏｓｕｐｐｏｒｔｅｄ
ｂｙｔｈｅＮａｔｉｏｎａｌＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＦｏｕｎｄａｔｉｏｎｏｆＣｈｉｎａｐｒｏｊｅｃｔ
“ＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅＯｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎＭｅｔｈｏｄｓＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＧｅｎｅｒａｌ
ＰｕｒｐｏｓｅＧｒａｐｈｉｃＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇＵｎｉｔＢａｓｅｄｏｎＴｈｒｅａｄＳｃｈｅｄｕｌｉｎｇ”
ｕｎｄｅｒＧｒａｎｔＮｏ．６１６６２００２ａｎｄｔｈｅＳｃｉｅｎｃｅ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
ＰｒｏｊｅｃｔｏｆｔｈｅＥｄｕｃａｔｉｏｎＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｉｎＪｉａｎｇｘｉＰｒｏｖｉｎｃｅ
“ＳｔｕｄｙｏｎＴｈｒｅａｄＳｃｈｅｄｕｌｉｎｇＯｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎＭｅｔｈｏｄｓｏｆＧＰＧＰＵ”
ｕｎｄｅｒＧｒａｎｔＮｏ．ＧＪＪ１５０６０５，ｗｈｉｃｈａｉｍａｔｔｈｅｓｙｓｔｅｍ
ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｏｆＧＰＧＰＵｉｎｃｌｕｄｉｎｇｉｔｓｍｅｍｏｒｙ
ｓｕｂｓｙｓｔｅｍｖｉａｔｈｒｅａｄｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ．

７１３２１０期 何炎祥等：ＰＣＲＡＭ损耗均衡研究综述

《
 计

 算
 机

 学
 报

 》




